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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 
 

ELECTROSTATICS – 
 

Part 4-1 :  Standard  test methods  for specific appl ications  – 
Electrical  resistance of floor coverings  and  instal led  floors  

 
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Commi ttees).  The  ob ject  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports,  Publ i cl y  Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC 
Publ i cation(s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  National  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti cipate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non-
governmental  organ i zations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ ization  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement  between  the  two organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  possi ble,  an  i n ternational  
consensus  of opin ion  on  the  re l evant sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  al l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cati ons  have  the  form  of recommendations  for i n ternati onal  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accurate,  I EC  cannot be  he l d  responsibl e  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternati onal  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  apply I EC Publ i cations  
transparen tl y to  the  maximum  exten t poss ibl e  i n  thei r national  and  reg i ona l  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Publ i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  sha l l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provide  any attestati on  of conform i ty.  I ndependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  respons i ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent certi fi cation  bod i es .  

6)  Al l  users  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC Nati onal  Commi ttees  for any personal  i n j u ry,  property damage  or 
other damage  of any nature  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or rel i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  possib i l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  sub ject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts.  

DISCLAIMER 
This  Consol idated  version  i s  not an  official  IEC  Standard  and  has  been  prepared  for 
user conven ience.  On ly the  current versions  of the  standard  and  i ts  amendment(s)  
are  to  be  considered  the official  documents.  

Th is  Consol idated  version  of IEC  61 340-4-1  bears  the  ed i tion  number 2 . 1 .  I t  consists  of 
the  second  ed i tion  (2003-1 2)  [documents  1 01 /1 62/FDIS  and  1 01 /1 70/RVD]  and  i ts  
amendment 1  (201 5-04)  [documents  1 01 /461 /FDIS  and  1 01 /469/RVD] .  The technical  
content  i s  identical  to  the  base ed i tion  and  i ts  amendment.  

In  th is  Red l ine version ,  a  vertical  l i ne  i n  the  marg in  shows where  the technical  content 
is  modi fied  by amendment 1 .  Add itions  and  deletions  are  d isplayed  in  red ,  wi th  
deletions  being  struck through .  A separate  F inal  version  wi th  al l  changes  accepted  i s  
avai lable  in  th is  publ ication .  
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I n ternational  Standard  I EC  61 340-4-1  has  been  prepared  by I EC techn ica l  comm ittee  
1 01 :E lectrostatics.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance wi th  the  I SO/I EC  D irectives,  Part 2 .  

The  committee  has  decided  that the  con tents  of the  base  publ ication  and  i ts  amendment wi l l  
remain  unchanged  unti l  the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  web s i te  under 
"h ttp: //webstore. iec.ch"  i n  the  data  re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At th is  date,  the  
publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  

 

IMPORTANT – The 'colour inside'  l ogo on  the  cover page  of th is  publ ication  ind icates  
that i t  contains  colours  which  are  considered  to  be  usefu l  for the  correct 
understand ing  of i ts  contents.  Users  shou ld  therefore prin t th is  document using  a  
colour prin ter.  
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ELECTROSTATICS – 
 

Part 4-1 :  Standard  test methods  for specific appl ications  – 
Electrical  resistance of floor coverings  and  instal led  floors  

 
 
 

1  Scope  

This  part of I EC 61 340  speci fies  test methods  for determ in ing  the  e lectrical  res istance  of a l l  
types  of fl oor coverings  and  i nstal led  fl oors  wi th  res istance  to  ground ,  poin t-to-poin t 
res istance  and  vertica l  res istance  of between  1 04  Ω  and  1 01 3  Ω .  Laboratory evaluations  
carried  ou t under control l ed  envi ronmental  cond i tions  can  be  used  for cl assi fication  or qual i ty 
con trol  purposes.  Tests  on  instal l ed  fl oors  under uncontrol led  ambient  cond i ti ons  can  be  used  
to  determ ine  correct i nsta l l ation  or as  part of an  ongoing  system  veri fication .  

NOTE  Al though  th i s  standard  does  not  i ncl ude  requ i rements  for personal  safety,  atten ti on  i s  d rawn  to  the  fact  that  
a l l  concerned  m igh t  need  to  comply wi th  the  relevant l ocal  s tatu tory requ i rements  regard ing  the  hea l th  and  safety 
of a l l  persons  i n  a l l  p l aces  of work that  use  fl oor coveri ngs  defi ned  by the  test  method  of th i s  s tandard .  

2  Normative references  

The  fo l l owing  referenced  documents  are  i nd ispensable  for the  appl ication  of th is  document.  
For dated  references,  on ly the  ed i tion  ci ted  appl i es.  For undated  references,  the  l atest ed i tion  
of the  referenced  document ( i nclud ing  any amendments)  appl ies.  

I SO  1 957,  Machine-made textile floor coverings – Selection and cutting of specimens for 
physical tests  

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  fol lowing  terms  and  defin i tions  apply.  

3. 1   
acceptance  testing  
testing  carried  ou t on  flooring  immed iate l y after i nsta l lation  or on  production  samples  prior to  
i n i tia l  acceptance  by the  customer 

3.2   
geometric  mean  

nth  root of the  product of n  numbers,  y y y
n

n

1 2
⋅ ⋅  

3.3   
groundable  point  
attachment to  a  fl oor covering  that faci l i tates  i ts  connection  to  g round   

3.4 insu lating  material  
materia l  having  a  vertical  res istance  greater than  1 0 1 4  Ω  

3.5   
laboratory evaluations  
measurements  carried  ou t under control led  l aboratory cond i ti ons  
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3.6   
resistance to  ground  
electrical  res istance  measured  between  ground  or a  groundable  poin t and  a  s ing le  e lectrode  
p laced  on  the  use-surface   

3.7   
point-to-point  resistance  
electrical  res istance  measured  between  two  e lectrodes  p laced  on  the  use-surface   

3.8   
vertical  resistance  
electrical  res istance  measured  between  the  counter-e lectrode  on  the  back of the  materia l  
under test and  a  s i ng le  e lectrode  p laced  on  the  use-su rface  

4 Principle  

The  res istance  across  the  use-surface  of the  test material  and  through  the  test materia l  i s  
measured  us ing  a  h i gh-resistance  meter,  or other su i table  equ ipment.  Poin t-to-poin t 
res istance  measurements  are  appropriate  for evaluati ng  a  floor covering ’s  abi l i ty to  conduct 
charge  across  i ts  use-surface  or to  act as  a  charge  s i nk.  Measurements  of res istance  through  
floor coverings,  i . e.  resistance  to  g round  and  vertical  res istance,  are  appropriate  for 
evaluating  the ir abi l i ty to  conduct charge  from  the  use-surface  or from  conductors  i n  con tact 
wi th  the  use-surface,  to  a  charge  s i nk beneath  the  floor covering .  A s imu lation  of the  
res istance-to-ground  measurement i s  made under l aboratory cond i tions  by attach ing  a  
groundable  poin t  to  the  back of the  floor covering  under test.  

5 Apparatus  

5. 1  Resistance  measuring  apparatus  

This  apparatus  cons ists  of a  se l f-con tained  res istance  meter (ohmmeter)  or power suppl y and  
curren t meter i n  the  appropriate  configuration  for res istance  measurement,  wi th  a  ±1 0  %  
accuracy,  and  capable  of the  fol lowing  requ i rements.  

5.1 . 1  Laboratory evaluations  

The apparatus  shal l  have  a  ci rcu i t vo l tage  wh i le  under load  of  

–  1 0  V ±  0 , 5  V for res istance  below 1 , 0  ×  1 06  Ω  

–  1 00  V ±  5  V for resistance  between  1 , 0  ×  1 06  Ω  and  1 , 0  ×  1 0 1 1  Ω  

–  500  V ±  25  V for res istance  above 1 , 0  ×  1 01 1  Ω   

The  measuring  range  of the  apparatus  shal l  be  at l east one  order of magn i tude  on  ei ther s ide  
of the  expected  range  of res istance  being  measured .  The  apparatus  shal l  be  used  in  a  
manner that ensures  that un in tended  g round  paths  do  not in fluence  measurements .  

5.1 .2  Acceptance  testing  

A l aboratory evaluation  apparatus  shal l  be  used  for acceptance testi ng  or an   apparatus  wi th  
an  open-ci rcu i t vol tage  of  

–  1 0  V ±  0 , 5  V for res istance  below 1 , 0  ×  1 06  Ω  

–  1 00  V ±  5  V for resistance  between  1 , 0  ×  1 06  Ω  and  1 , 0  ×  1 0 1 1  Ω   

–  500  V ±  25  V for res istance  above 1 , 0  ×  1 01 1  Ω .   
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The  measuring  range  of the  apparatus  shal l  be  at l east one  order of magn i tude  on  ei ther s ide  
of the  expected  range  of res istance  being  measured .  The  apparatus  shal l  be  used  in  a  
manner that  ensures  that  un in tended  g round  paths  do  not  i n fluence  measurements.  

I n  case  of d ispu te,  l aboratory evaluation  apparatus  shal l  be  used .  

5.2  Measuring  electrodes  

The measuring  electrodes  consist of two  cyl ind rical  metal  e lectrodes  (preferably stain less  
steel )  wi th  term inals  for connecting  to  the  resistance  measuring  apparatus.  Examples  of 
su i table  electrodes  are  shown  in  F igure  1 .  Each  e lectrode  shal l  have  a  flat ci rcu lar contact 
area  of 65  mm  ±  5  mm  in  d iameter.  For measurements  on  hard ,  non-conformable  surfaces,  the 
contact area  shal l  be  a  conductive  rubber pad  wi th  a  Shore  A durometer hardness  of 60  ±  1 0.  
The  contact res istance  of each  measuring  electrode  fi tted  wi th  a  conductive  rubber pad  shal l  
be  l ess  than  1  000  Ω ,  measured  by p lacing  the  measuring  e lectrode  d i rectl y on  the  counter-
electrode  (see  5. 3).  For conformable  su rfaces,  texti le  fl oor coverings,  for example,  the  
conductive  rubber pad  need  not be  used ,  the  contact area  then  being  the  bottom  surface  of 
the  meta l  e lectrode.  The  tota l  mass  of each  measuring  e lectrode  shal l  be  e i ther 

a)  2 , 5  kg  ±  0 , 25  kg  for measurements  on  hard ,  non-conformable  su rfaces;  or 

b)  5, 0  kg  ±  0 , 25  kg  for measurements  on  a l l  other surfaces.  

NOTE  A ci rcu lar d i sc  of i nsu l ati ng  materi a l  wi th  verti cal  res i stance  g reater than  1 0 1 4  Ω  may be  used  as  a  support  
p l atform  for add i ti onal  weights  (see  F i gure  1 ) .  

5.3  Counter-electrode  

The coun ter-electrode  cons ists  of a  fl at sta in less  steel  p l ate,  600  mm  ±  1 0  mm  square  and  of 
1  mm  (nom inal )  th ickness,  wi th  a  term inal  for connection  to  the  res istance  measuring  
apparatus.  

5.4 Support p lates  

For poin t-to-poin t res istance  measurements,  where  requ i red  (see  Clause  6)  and  res istance  to  
ground  measurements :  support p lates  shal l  be  equal  i n  area  to  the  test specimens,  of 
su fficient ri g id i ty to  hold  specimens  together for testi ng ,  and  made from  i nsu lati ng  material  
wi th  a  vertical  res istance  at l east one  order of magn i tude  greater than  the  expected  value  or i f 
the  expected  va lue  i s  unknown,  greater than  1 01 4  Ω .  

For vertica l  res istance  measurements,  where  requ i red  (see  Clause  6) :  fl at  metal  p l ates,  equal  
i n  area  to  the  test specimens  and  of sufficient  ri g id i ty to  hold  specimens  together for testing ,  
shal l  be  used .  

5.5  Insu lating  plate  

For vertical  res istance  measurements :  a  fl at p l ate  640  mm  ±  1 0  mm  square,  5  mm  ±  1  mm  
th ick,  made from  insu lati ng  materia l  wi th  a  vertica l  res istance  greater than  1 0 1 4  Ω  sha l l  be  
used .  For poin t-to-poin t  and  res istance  to  g round  measurements :  a  fl at p late  1  300  mm  ±  
1 0  mm  by 600  mm  ±  1 0  mm,  5  mm  ±  1  mm  th ick,  made from  insu lating  materia l  wi th  a  vertica l  
res istance  at  l east one  order of magn i tude  greater than  the  expected  value  or i f the  expected  
value  is  unknown ,  greater than  1 01 4  Ω  sha l l  be  used .  

6 Sampl ing  for laboratory evaluations  

Selection  and  sampl ing  of test materia ls  sha l l  be  carried  ou t  accord ing  to  I SO  1 957.  Al though  
ISO  1 957  is  i n tended  for texti l e  fl oor coverings,  i ts  princip les  are  re levan t to  other types  of 
floor covering .  
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For vertica l  res istance  measurements,  three  specimens  shal l  be  tested ,  each  being  500  mm  ±  
50  mm  square.  

For poin t-to-poin t and  resistance  to  g round  measurements ,  two specimens  shal l  be  tested ,  
each  being  1  200  mm  ±  50  mm  by 500  mm  ±  50  mm .  Where  d i rectional  d i fferences  may exist,  
one  specimen  shal l  have  i ts  l ong  s i de  paral le l  to  the  mach ine  d i rection  and  the  other 
specimen  wi th  i ts  l ong  s i de  paral le l  to  the  cross-d irection .  For res istance  to  ground  
measurements,  a  g roundable  poin t shal l  be  attached  to  the  unders ide  of each  specimen  
accord ing  to  the  manufacturer’s  i nstructions  or as  otherwise  agreed .  

I t  may be  conven ien t to  use  the  same specimens  for both  poin t-to-poin t and  res istance  to  
ground  measurements.  I f th is  i s  the  case,  the  g roundable  poin ts  shal l  be  attached  to  the  
specimens  bu t shal l  remain  i so lated  from  ground  during  poin t-to-poin t  measurements.  

For ti l es  smal l er than  the  s i ze  requ ired  for testing ,  several  ti l es  may be  combined  together,  
cu tting  where  necessary to  ach ieve  the  requ ired  area.  Support p lates  (see  5 . 4)  may be  
requ i red .  I f so,  they shal l  be  attached  to  the  ti l es,  and  the  edges  of ad jacent ti l es  j oi ned  
accord ing  to  the  manufacturer’s  instructions  or as  otherwise  agreed .  I f ti l es  are  used  to  form  
the  test specimen,  measurements  shal l  i nclude  a  test across  a  m in imum  of one  j o i n t.  
Groundable  poin ts  shal l  be  attached  to  one  or more  ti les  before  appl ication  of the  support 
p lates,  bearing  i n  m ind  the  requ i rement for a  m in imum  d istance  of 1  000  mm  ±  50  mm  
between  a  g roundable  poin t  and  the  pos i ti ons  of measuring  resistance  to  ground  (see  9. 4) .  

I n  some cases,  i t  i s  requ i red  to  test samples  other than  ti l es  fixed  to  meta l  support p lates  
us ing  conductive  adhesive.  I n  such  cases,  mounting  of the  specimens  to  support pl ates  shal l  
be  done  accord ing  to  manufacturer’s  i nstructions  or as  otherwise  agreed .  

7 Preparation  of test specimens  

I f considered  necessary,  specimens  shal l  be  cl eaned  before  cond i ti on ing  and  testi ng .  
Clean ing  shal l  be  carried  ou t accord ing  to  the  manufacturer’s  i nstructions  or as  otherwise  
agreed .  

Mounting  of specimens  to  support p l ates,  where  necessary,  sha l l  be  done  before  cond i ti on ing  
and  testi ng .  

8 Atmosphere for condi tioning  and  testing  

Un less  otherwise  agreed  or speci fied ,  the  atmosphere  for cond i tion ing  and  testing  shal l  be  
23  °C ±  2  °C and  1 2  %  ±  3  %  relative  humid i ty.  The  cond ition ing  time prior to  testing  shal l  be  at 
least 48  h .  Texti le  floor coverings are preferably pre-condi tioned  for at least 24  h  at 20  °C ±  2  °C 
and  65  %  ±  3  %  re lati ve  hum id i ty prior to  cond i ti on ing  and  testi ng .  

During  pre-cond i ti on ing  and  cond i tion ing ,  specimens  shal l  be  p laced  on  a  rack or other 
su i table  support that a l l ows  free  ci rcu lation  of a i r around  them .  

Whenever tests  are  made in  uncontrol l ed  cond i tions,  for example,  tests  on  i nsta l l ed  fl oors,  the  
ambien t temperature  and  re lati ve  hum id i ty at the  time of measurement shal l  be  recorded .  

9  Test procedures  

9. 1  Cleaning  electrodes  

Prior to  each  test sequence,  cl ean  the  contact area  of the  measuring  and  coun ter-electrodes  
us ing  a  l ow-l i n ti ng  cloth  moistened  wi th  e i ther ethanol  or propan-2-ol  (≥95 %  concentration) .  
Al low the  surfaces  to  d ry before  making  measurements.  
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NOTE  Users  of th i s  s tandard  shou l d  take  account  of any l ocal  regu lati ons  govern ing  the  hand l i ng  of sol ven ts.  

9.2  Point-to-point resistance  

For l aboratory evaluations,  p l ace  the  test  specimen  wi th  i ts  use-surface  uppermost on  the  
i nsu lati ng  p late  (see  5 . 5) .  Place  the  two  measuring  e lectrodes  (see  5. 2)  on  the  test specimen  
300  mm  ±  1 0  mm  d istance  cen tre  to  cen tre.  I f ti l es  are  used  to  form  the  test specimen,  p l ace  
the  measuring  e lectrodes  so  that they do  not contact  j o i n ts  between  ad j acent ti l es.  Ensure  
that  any groundable  poin ts  attached  to  the  test specimens  remain  isolated  from  ground .  

For tests  on  i nsta l led  fl oors,  the  e lectrodes  shal l  be  p laced  on  the  floor su rface  wi th  the  same 
d istance  between  them  as  for l aboratory evaluations.  

Connect the  measuring  e lectrodes  to  the  res istance  measuring  apparatus  (see  5. 1 ).  S tarting  
wi th  the  vol tage  set to  1 0  V,  take  a  read ing  of the  res istance  1 5  s  ±  2  s  after appl ying  the  test 
vol tage.  I f the  value  exceeds  1 06  Ω ,  se lect 1 00  V and  repeat the  measurement.  I f the  va lue  
for th is  second  measurement exceeds  1 01 1  Ω ,  se lect 500  V and  make a  final  measurement.  
Record  the  read ing  wh ich  matches  the  vol tage  and  res istance  range  speci fied  i n  5. 1 ,  un less  
e i ther of the  fol lowing  s i tuations  occur:  

a)  the  measured  res istance  at 1 0  V is  g reater than  1 , 0  ×  1 06  Ω  and  the  measured  res istance  
at  1 00  V i s  less  than  1 , 0  ×  1 06  Ω ;  or 

b)  the  measured  res istance  at 1 00  V i s  g reater than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω  and  the  measured  
res istance  at 500  V is  l ess  than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω .  

I n  wh ich  case  the  res istance  measurement made  at  the  h igher vol tage  level  shal l  be  recorded .  

For l aboratory evaluations,  repeat the  measurement procedure  at other pos i ti ons  wi th  the  
e lectrodes  no  closer than  1 00  mm  from  any previous  measurement pos i ti on .  Measurements  
shal l  be  made in  recti l i near d i rections,  i . e .  measurements  wi th  the  electrodes  p laced  in  l i ne  
paral l el  to  the  d i rection  of manufacture  and  separate  measurements  wi th  the  e lectrodes  i n  l i ne  
orthogonal  to  the  d i rection  of manufacture.  A tota l  of at l east s ix measurements  per specimen  
shal l  be  made.  

For tests  on  i nstal l ed  fl oors ,  the  number of measurements  shal l  be  chosen  so  as  to  be  
representative  of the  floor i n  question ,  bu t  i n  any case  shal l  be  at  least s ix.  

9.3  Vertical  resistance ( laboratory evaluations  on ly)  

Place  the  coun ter-electrode  (see  5. 3)  on  the  i nsu lating  p late  (see  5. 5).  P lace  the  specimen  
wi th  i ts  use-surface  uppermost on  the  coun ter-electrode.  P lace  one  measuring  e lectrode  (see  
5. 2)  on  the  test specimen  wi th  i ts  centre  no  closer than  1 00  mm  to  the  test specimen ’s  edges.  
I f t i l es  are  used  to  form  the  test specimen,  p l ace  the  measuring  e lectrode  so  that  i t  does  not 
con tact j o in ts  between  ad jacent ti les.  

Connect the  measuring  and  counter-e lectrode  to  the  res istance  measuring  apparatus  (see 
5. 1 ).  S tarti ng  wi th  the  vol tage  set to  1 0  V,  take  a  read ing  of the  res istance  1 5  s  ±  2  s  after 
appl ying  the  test vo l tage.  I f the  va lue  exceeds  1 06  Ω ,  select 1 00  V and  repeat the  
measurement.  I f the  va lue  for th is  second  measurement exceeds  1 0 1 1  Ω ,  se lect 500  V and  
make a  final  measurement.  Record  the  read ing  wh ich  matches  the  vol tage  and  res istance  
range  speci fi ed  in  5 . 1 ,  un less  e i ther of the  fo l lowing  s i tuations  occur:  

a)  the  measured  res istance  at 1 0  V is  greater than  1 , 0  ×  1 06  Ω  and  the  measured  res istance  
at  1 00  V is  less  than  1 , 0  ×  1 06  Ω ;  or 

b)  the  measured  res istance  at 1 00  V is  g reater than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω  and  the  measured  
res istance  at 500  V is  l ess  than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω .  

I n  th is  case,  the  resistance  measurement made at  the  h i gher vol tage  l evel  shal l  be  recorded .  
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Repeat the  measurement procedure  so  that a  tota l  of at l east s ix measurements  are  made  on  
each  specimen.  The  posi ti on  of the  electrode  shal l  be  at l east 1 00  mm  from  any previous  
measurement pos i ti on .   

9.4  Resistance  to  ground  

For l aboratory evaluations,  p l ace  the  test specimen  wi th  i ts  use-surface  uppermost on  the  
i nsu lati ng  p late  (see  5. 5) .  Place  one  measuring  e l ectrode  (see  5. 2)  on  the  test specimen  wi th  
i ts  centre  no  closer than  1 00  mm  to  any of the  test specimen ’s  edges.  I f ti l es  are  used  to  form  
the  test specimen,  pl ace  the  measuring  e lectrode  so  that i t  does  not contact j o in ts  between  
ad jacent ti l es.  

Connect the  measuring  e lectrode  and  groundable  poin t to  the  res istance  measuring  apparatus  
(see  5. 1 ).  Starti ng  wi th  the  vol tage  set to  1 0  V,  take  a  read ing  of the  res istance  1 5  s  ±  2  s  
after appl ying  the  test vol tage.  I f the  va lue  exceeds  1 06  Ω ,  select 1 00  V and  repeat the  
measurement.  I f the  va lue  for th is  second  measurement exceeds  1 0 1 1  Ω ,  se lect 500  V and  
make a  fi na l  measurement.   

Record  the  read ing  wh ich  matches  the  vol tage  and  res istance  range  speci fied  i n  5. 1 ,  un less  
e i ther of the  fol l owing  s i tuations  occur:  

a)  the  measured  res istance  at 1 0  V i s  greater than  1 , 0  ×  1 06  Ω  and  the  measured  res istance  
at  1 00  V is  less  than  1 , 0  ×  1 06  Ω ;  or 

b)  the  measured  res istance  at 1 00  V is  g reater than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω  and  the  measured  
res istance  at 500  V i s  l ess  than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω .  

I n  th is  case,  the  resistance  measurement made at  the  h i gher vol tage  l evel  shal l  be  recorded .  

Repeat the  measurement procedure  so  that a  tota l  of at l east s ix measurements  are  made  on  
each  specimen .  At l east  one  measurement per specimen  shal l  be  made  wi th  the  e lectrode  
pos i tioned  d i rectl y above  the  groundable  poin t and  one  measurement per specimen  wi th  the  
e lectrode  posi tioned  1  000  mm  ±  50  mm  from  the  groundable  poin t.  The  pos i ti on  of the  
e lectrode  shal l  be  at l east 1 00  mm  from  any previous  measurement pos i tion .   

For measurements  on  i nstal l ed  fl oors,  a  measuring  electrode  is  p l aced  on  the  surface  of the  
floor covering  and  the  resistance  measuring  apparatus  is  connected  to  the  e lectrode  and  the  
bu i l d ing  ground  or other su i table  g round  poin t.  I f the  pos i ti ons  of groundable  poin ts  are  
known,  make at l east one  measurement wi th  the  e lectrode  posi ti oned  d i rectl y above the  
groundable  poin t and  one  measurement wi th  the  e lectrode  posi ti oned  1  000  mm  ±  50  mm  
from  the  groundable  poin t.  

The  number of measurements  shal l  be  chosen  so  as  to  be  representative  of the  fl oor in  
question ,  bu t i n  any case  shal l  be  at l east one  measurement per 1 00  m2  wi th  a  m in imum  of 
s ix measurements.  

1 0  Calculation  and  expression  of resul ts  

For each  sample  and  each  type  of measurement,  ca lcu late  the  geometric  mean  of the  
i nd ividual  read ings.  Express  both  the  i nd ividual  resu l ts  and  the  geometric means  to  two  
s i gn i ficant fi gu res.  

1 1  Test report 

The  test report shal l  i ncl ude  at  l east  the  fol l owing  i n formation :  

a)  reference  to  th is  I n ternational  Standard ,  i . e .  I EC  61 340-4-1 ;  

b)  a l l  the  i n formation  necessary for complete  i den ti fi cation  of test  samples;  
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c)  date  of testi ng ;  

d )  the  atmosphere  for pre-cond i ti on ing ,  cond i ti on ing  and  testi ng  as  fol lows:  

– for l aboratory evaluations:  temperature  and  re lative  hum id i ty during  pre-cond i ti on ing  ( i f 
used) ,  cond i tion ing  and  testi ng ,  and  the  du ration  of any pre-cond i tion ing  and  
cond i ti on ing ;  

– for tests  on  instal led  fl oors:  temperature  and  re lative  hum id i ty during  testing ;  

e)  detai l s  of any clean ing  or fi n ish ing  procedures;  

f)  detai l s  of any procedures  used  to  combine  smal l  specimens  together;  

g )  detai l s  of any support pl ates  used  and  procedures  and  materia ls  used  to  fix samples  to  
support  p l ates;  

h )  detai l s  of any procedures  and  materia ls  used  to  fix  groundable  poin t(s)  to  samples;  

i )  type  of measurement:  poin t-to-poin t res istance,  vertical  res istance,  res istance  to  ground ;  

j )  the  ci rcu i t  vo l tage  under l oad  used  when  making  measurements ;  

k)  a l l  i nd ividual  resu l ts  for each  type  of measurement on  each  specimen ;  

l )  the  geometric  mean  of a l l  resu l ts  for each  type  of measurement on  each  sample;  

m )  any operations  not speci fi ed  in  th is  part of I EC 61 340,  or in  any standard  to  wh ich  
normative  reference i s  made,  or regarded  as  optional ,  wh ich  m ight have  affected  the  
resu l ts.  
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Key 

1  fl exi b le  i nstrumentation  cabl e  

2  i nsu lated  wi re  connected  to  
metal  e l ectrode  mounti ng  base  

3  i nsu lati ng  materi a l  

4  metal  e l ectrode  mounti ng  base  

5  conducti ve  rubber pad  

6  d i sc of i nsu lati ng  materia l  used  
to  support  any add i ti onal  
weigh ts  requ i red  to  bri ng  the  
total  mass  to  that  speci fi ed  i n  
5 . 2a)  or 5. 2b)  

7  metal  e l ectrode  

8  fl at-head  screw 

9  e l ectri cal  connector 

1 0  fl exi b le  i nstrumentation  cabl e  

1 1  g roove  to  accommodate  i nstru -
mentation  cabl e  (appl y epoxy 
adhesive  to  bottom  of g roove  to  
hol d  cable  i n  p l ace)  

         Dimensions in  millimetres 

Figure  1  – Example of two al ternative  designs  for su i table  measuring  electrodes  

___________ 
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  
___________ 

 
ELECTROSTATIQUE – 

 
Partie  4-1 :  Méthodes  d 'essai  normal isées   

pour des  appl ications  spéci fiques  – 
Résistance électrique des  revêtements  de  sol  et des  sols  fin is  

 
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Comm ission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ial e  de  normal i sation  
composée  de  l 'ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L’ I EC a  pour 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  de  l ' é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les,  d es  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessibles  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aboration  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su j et  trai té  peut  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternationales ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipen t 
égal ement aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
se lon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représentent,  d ans  l a  mesure  
du  possib l e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étant  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  sont  représentés  d ans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présenten t sous  l a  forme de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme tel l es  par l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC 
s 'assure  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l 'u n i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  possib l e,  à  appl i q uer de  façon  transparente  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC dans  l eu rs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es.  Tou tes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  pub l i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do iven t être  i nd iquées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L’ I EC e l l e-même ne  fou rn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cation  i ndépendants  
fourn i ssen t d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L’ I EC n 'es t  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi vent  s ' assurer qu ' i l s  son t  en  possession  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cati on .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs ,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud i ce  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matérie l s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage  de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  frai s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lant  de  l a  publ i cati on  ou  de  l 'u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'atten ti on  est  atti rée  sur l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L ' u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L’ atten ti on  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cation  de  l ’ I EC peuvent  fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pour responsable  de  ne  pas  avoi r i d enti fi é  d e  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eur exi stence.  

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ   
Cette  version  consol idée  n ’est pas  une Norme IEC  officiel le,  el le  a  été  préparée par 
commodité  pour l ’u ti l i sateur.  Seu les  les  versions  courantes  de  cette  norme et  de  
son(ses)  amendement(s)  doivent être  considérées  comme l es  documents  officiels .  

Cette  version  consol idée de  l ’ IEC  61 340-4-1  porte  l e  numéro d 'édi tion  2 .1 .  El le  
comprend  la  deuxième éd i tion  (2003-1 2)  [documents  1 01 /1 62/FDIS  et  1 01 /1 70/RVD]  et 
son  amendement 1  (201 5-04)  [documents  1 01 /461 /FDIS  et  1 01 /469/RVD] .  Le  contenu  
technique est identique  à  celu i  de  l 'éd i tion  de  base  et à  son  amendement.  
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Dans  cette  version  Redl ine,  une l igne verticale  dans  l a  marge ind ique où  l e  contenu  
technique est modifié  par l ’ amendement 1 .  Les  ajouts  et l es  suppressions  apparaissent 
en  rouge,  l es  suppressions  étant barrées.  Une  version  F inale  avec toutes  l es  
modi fications  acceptées  est d ispon ible  dans  cette  publ ication .   

La  Norme i n ternationale  I EC 61 340-4-1  a  été  établ i e  par l e  com ité  d 'études  1 01  de  l ’ I EC:  
E lectrostati que.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  se lon  l es  d i rectives  I SO/I EC,  Partie  2 .  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  l a  publ ication  de  base  et de  son  amendement ne  sera  
pas  mod i fié  avant l a  date  de  stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC sous  
"h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  
l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  

 

IMPORTANT – Le  logo "colour inside" qui  se  trouve sur l a  page de  couverture de  cette  
publ ication   i nd ique qu 'el le  contien t des  cou leurs  qu i  sont considérées  comme u ti l es  à  
une bonne compréhension  de  son  contenu.  Les  u ti l i sateurs  devraient,  par conséquent,  
imprimer cette  publ ication  en  u ti l i sant une imprimante cou leur.  
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ELECTROSTATIQUE – 
 

Partie  4-1 :  Méthodes  d 'essai  normal isées   
pour des  appl ications  spéci fiques  – 

Résistance électrique des  revêtements  de  sol  et des  sols  fin is  
 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présen te  partie  de  l ’ I EC 61 340  spéci fie  l es  méthodes  d 'essai  pour l a  déterm ination  de  la  
rés istance  é lectri que  de  tous  les  types  de  revêtements  de  p lanchers  et de  sols  fin is  avec une  
rés istance  à  l a  terre,  une  rés istance  poin t à  poin t et u ne  rés istance  verti ca le  entre  1 04  Ω  et  
1 0 1 3  Ω .  Les  évaluations  de  l aboratoi re  effectuées  dans  des  cond i tions  d 'envi ronnement 
con trôlées  peuvent être  u ti l i sées  pour les  besoins  de  la  class i fication  ou  de  con trôle  de  la  
qual i té.  Les  essais  sur l es  sols  fi n is  dans  des  cond i tions  ambiantes  non  con trôlées  peuvent  
être  u ti l i sés  pour déterm iner une  i nsta l l ation  correcte  ou  bien  en  tant  que  partie  d 'une  
véri fication  de  système en  cours.  

NOTE  B ien  q ue  l a  présente  norme  n ' i ncl ue  pas  d 'exi gences  relati ves  à  l a  sécuri té  d es  personnes,  l 'attention  est 
atti rée  sur l e  fa i t  q u ' i l  pu i sse  être  nécessai re  q ue  tou tes  l es  personnes  concernées  respectent  l es  exi gences  
l ocales  prévues  par l a  l o i  en  matière  de  san té  et  de  sécu ri té  de  tou tes  personnes  su r l eu r l i eu  de  travai l  doté  de  
revêtements  de  sol  défi n i s  par l a  méthode  d 'essai  d e  l a  présente  norme.  

2  Références  normatives  

Les  documents  de  référence su ivants  son t i nd ispensables  pour l 'appl ication  du  présent  
document.  Pour les  références  datées,  seu le  l 'éd i tion  ci tée  s 'appl i que.  Pour les  références  
non  datées,  l a  dern ière  éd i tion  du  document de  référence s 'appl i que  (y compris  l es  éven tuels  
amendements).  

I SO  1 957,  Revêtements de sol textiles fabriqués à  la  machine – Sélection  et prélèvement des 
éprouvettes en vue des essais physiques  

3 Termes  et défin i tions  

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et défin i tions  su ivan ts  s ’appl iquen t:  

3. 1  
essais  de  réception  
essais  effectués  sur l e  revêtement de  sol  imméd iatement après  l ' i nsta l l ation ,  ou  sur l es  
échanti l lons  de  production  avan t l a  réception  i n i ti a le  par l e  cl ien t  

3.2  
moyenne  géométrique  

l a  n- i ème racine  du  produ i t  de  n  nombres,  y y y
n

n

1 2
⋅ ⋅  

3.3  
point  de  mise  à  la  terre   
fixation  à  un  revêtement de  sol  qu i  faci l i te  sa  connexion  à  l a  terre  

3.4  
matériau  i solant  
matériau  ayan t une  rés istance  verticale  supérieure  à  1 0 1 4  Ω  
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3.5  
évaluations  de  laboratoire   
mesures  effectuées  dans  des  cond i tions  de  l aboratoi re  contrôlées  

3.6  
résistance à  la  terre  
résistance  é lectri que  mesurée  entre  l a  terre  ou  un  poin t  de  m ise  à  l a  terre  et  une  é lectrode  
un ique  p lacée  sur l a  surface  d 'u ti l i sation   

3.7  
résistance point-à-poin t  
rés istance  é lectri que  mesurée  entre  deux é lectrodes  placées  sur l a  surface  d 'u ti l i sation  

3.8  
résistance verticale   
rés istance  é lectrique  mesurée  en tre  l a  con tre-é lectrode  à  l 'arrière  du  matériau  en  essai  et  une  
é lectrode  un ique  p lacée  sur l a  surface  d 'u ti l i sation  

4 Principe  

La rés istance  à  travers  l a  su rface  d 'u ti l i sation  du  matériau  d 'essai  et  à  travers  l e  matériau  
d 'essai  est mesurée  en  u ti l i sant un  apparei l  mesureur de  résistance  é levée  ou  un  au tre  
équ ipement adapté.  Les  mesures  de  rés istance  poin t-à-poin t son t  appropriées  pour 
l 'évaluation  de  l a  capaci té  d 'un  revêtement de  sol  à  condu i re  l a  charge  à  travers  sa  surface  
d 'u ti l i sation  ou  pour servir d 'écou lement de  terre.  Les  mesures  de  rés istance  à  travers  l es  
revêtements  de  sol ,  à  savoi r,  l a  rés istance  à  la  terre  et l a  rés istance  verticale  son t 
appropriées  pour évaluer l eur capaci té  à  condu i re  une  charge  de  la  surface  d 'u ti l i sation  ou  
des  conducteurs  en  con tact avec la  surface  d 'u ti l i sation ,  vers  un  écou lement de  terre  au -
dessous  du  revêtement de  sol .  Une  s imu lation  de  l a  mesure  de  rés istance  à  l a  terre  est 
effectuée  dans  des  cond i ti ons  de  l aboratoi re  en  fi xan t un  poin t de  m ise  à  l a  terre  à  l ' arrière  du  
revêtement de  sol  en  essai .  

5 Apparei l lage  

5. 1  Apparei l lage  de  mesure  de  l a  résistance  

Cet apparei l l age  consiste  en  un  d ispos i ti f de  mesure  de  rés istance  autonome (ohmmètre)  ou  
un  apparei l  de  mesure  de  l 'a l imentation  et d u  cou ran t dans  la  configuration  appropriée  pour la  
mesure  de  résistance,  avec une  précision  de  ±1 0  %,  et capable  de  rempl i r l es  exigences  qu i  
su ivent.  

5. 1 . 1  Evaluations  de  laboratoire  

L'apparei l l age  doi t  avoir une  tens ion  de  ci rcu i t sous  une  charge  de   

– 1 0  V ±  0 , 5  V pour une  résistance  in férieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω   

–  1 00  V ±  5  V pour une  rés istance  en tre  1 , 0  ×  1 06  Ω  e t  1 , 0  ×  1 0 1 1  Ω  

–  500  V ±  25  V pour une  résistance  au -dessus  de  1 , 0  ×  1 01 1  Ω  

La  p lage  de  mesure  de  l 'apparei l l age  doi t  être  au  moins  d 'un  ordre  de  g randeur de  chaque  
côté  de  l a  p lage  prévue  de  rés istance  mesurée.  L'apparei l l age  doi t  être  u ti l i sé  de  man ière  à  
assurer que  des  traj ets  de  terre  non  i n tentionnels  n ' in fluencen t pas  l es  mesures.  

5. 1 .2  Essais  de  réception   

Un  apparei l l age  d ’évaluation  de  l aboratoi re  doi t ê tre  u ti l i sé  pour l es  essais  de  réception  ou  un  
apparei l l age  ayan t   une  tens ion  de  ci rcu i t  ouvert de   
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– 1 0  V ±  0 , 5  V pour une  résistance  in férieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω  

–  1 00  V ±  5  V pour une  rés istance  en tre  1 , 0  ×  1 06  Ω  e t  1 , 0  ×  1 0 1 1  Ω  

–  500  V ±  25  V pour une  résistance  au -dessus  de  1 , 0  ×  1 01 1  Ω  

La  p lage  de  mesures  de  l 'apparei l l age  doi t  ê tre  au  moins  d 'un  ordre  d 'ampl i tude  de  chaque  
côté  de  l a  p lage  prévue  de  rés istance  mesurée.  L'apparei l l age  doi t  être  u ti l i sé  de  man ière  à  
assurer que  des  traj ets  de  terre  non  i n tentionnels  n ' in fluencent pas  l es  mesures.  

En  cas  de  l i ti ge,  l 'apparei l lage  d 'évaluation  de  laboratoi re  doi t  être  u ti l i sé  

5.2  Electrodes  de  mesure  

Les  é lectrodes  de  mesure  cons istent en  deux é lectrodes  en  métal  cyl i ndriques  (de  préférence 
en  acier i noxydable)  avec des  bornes  pour l a  connexion  à  l 'apparei l l age  de  mesure.  Des  
exemples  d 'é lectrodes  adaptées  son t i l l ustrés  à  l a  figure  1 .  Chaque é lectrode  doi t  avoir une  
zone  de  con tact ci rcu lai re  p late  de  65  mm  ±  5  mm  de  d iamètre.  Pour des  mesures  sur des  
surfaces  dures  qu i  ne  peuven t pas  être  m ises  en  conform ité,  l a  zone  de  con tact doi t être  un  
couss in  de  caoutchouc conducteur avec une  du reté  au  duromètre  Shore  A de  60  ±  1 0 .  La  
rés istance  au  con tact de  chaque  électrode  de  mesure  équ ipée  d 'un  coussin  de  caou tchouc 
conducteur doi t  être  i n férieure  à  1  000  Ω ,  et  mesurée  en  p laçant l 'é l ectrode  de  mesure  
d i rectement sur l a  contre-électrode  (voi r 5. 3) .  Pour des  surfaces  qu i  peuvent être  m ises  en  
conform ité,  des  revêtements  de  sol  en  texti l e  par exemple,  l e  coussin  en  caou tchouc 
conducteur n 'a  pas  besoin  d 'être  u ti l i sé,  la  zone  de  contact étan t a lors  la  surface  i n férieure  de  
l 'é lectrode  en  métal .  La  masse  tota le  de  chaque  é lectrode  de  mesure  doi t  être  soi t  

a)  2 , 5  kg  ±  0 , 25  kg  pour des  mesures  sur des  surfaces  dures,  q u i  ne  peuvent être  m ises  en  
conform ité;  so i t  

b)  5, 0  kg  ±  0 , 25  kg  pour des  mesures  sur tou tes  l es  au tres  surfaces.  

NOTE  Un  d i sque  ci rcu l a i re  de  matériau  i solan t  avec une  rés i stance  verti cal e  supéri eu re  à  1 0 1 4  Ω peut  être  u ti l i sé  
comme une  p l ate-forme  de  support  pou r d es  poids  add i ti onnel s  (voi r F i gure  1 ) .  

5.3  Contre-électrode  

La  con tre-é lectrode  cons iste  en  une  p laque  en  acier inoxydable  p lane  carrée,  de  600  mm  ±  
1 0  mm  de  côté  et  d 'une  épaisseur (nom inale)  de  1  mm ,  avec une  borne  pour la  connexion  à  
l 'apparei l l age  de  mesure  de  la  résistance.  

5.4 Plaques  de  support   

Pour des  mesures  de  résistance  poin t-à-poin t,  s i  nécessai re  (voir l 'Article  6)  et les  mesures  
de  rés istance  à  l a  terre:  l es  p laques  de  support doivent être  égales  en  surface  aux à  ce l le  de  
l ’éprouvettes  d 'essai ,  d 'une  ri g i d i té  suffisante  pour mainten i r l es  éprouvettes  ensemble  en  vue  
de  l ’essai  et  consti tuées  d ’ un  matériau  iso lan t ayan t une  rés istance  verticale  au  moins  d 'un  
ord re  de  grandeur supérieur à  l a  va leur attendue  ou ,  s i  l a  va leur attendue  est inconnue,  
supérieure  à  1 0 1 4  Ω .   

Pour des  mesures  de  la  rés istance  verticale,  s i  nécessai re  (voir Article  6):  on  doi t u ti l i ser des  
p laques  en  métal  p lanes,  égales  en  surface  aux éprouvettes  d 'essai  et d 'une  rig i d i té  
su ffisante  pour main ten ir ensemble  l es  éprouvettes  en  vue  de  l 'essai .   

5.5  Plaque  i solante  

Pour des  mesures  de  l a  rés istance  verticale,  on  doi t u ti l i ser une  p laque  p lane  carrée  de  
640  mm  ±  1 0  mm  de  côté  et de  5  mm  ±  1  mm  d 'épaisseur,  réa l isée  à  parti r de  matériau  
i solant  ayan t une  rés istance  verticale  supérieure  à  1 0 1 4  Ω .  Pour des  mesures  poin t-à-poin t et  
de  rés istance  à  l a  terre,  on  doi t u ti l i ser une  p laque  p lane de  1  300  mm  ±  1 0  mm  par 600  mm  ±  
1 0  mm,  de  5  mm  ±  1  mm  d 'épaisseur,  réal isée  à  parti r de  matériau  i solan t ayan t une  
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rés istance  verticale  au  moins  d 'un  ordre  de  grandeur supérieur à  l a  va leur attendue  ou ,  s i  l a  
va leur attendue  est  i nconnue,  supérieure  à  1 0 1 4  Ω .    

6 Echanti l lonnage pour des  évaluations  de laboratoire  

La  sélection  et  l 'échanti l lonnage des  matériaux d 'essai  doivent être  effectués  selon  l ' I SO  
1 957.  B ien  que  l ' I SO 1 957  soi t desti née  aux revêtements  de  sol  en  texti l e,  ses  pri ncipes  sont 
appl icables  à  d 'autres  types  de  revêtement de  sol .   

Pour des  mesures  de  résistance  verticale,  tro is  éprouvettes  doivent être  essayées,  chacune 
étant  carrée  de  500  mm  ±  50  mm  de  côté.  

Pour des  mesures  poin t-à-poin t et de  rés istance  à  l a  terre,  deux éprouvettes  doivent être  
essayées,  chacune  étant  de  1  200  mm  ±  50  mm  par 500  mm  ±  50  mm.  Lorsque  des  
d i fférences  d i rectionnel l es  peuvent exister,  l e  grand  côté  d 'une  éprouvette  doi t être  paral l è le  
au  sens  de  l a  mach ine  et  l e  grand  côté  de  l 'au tre  éprouvette  para l lè le  au  sens  croisé.  Pour 
des  mesures  de  rés istance  à  l a  terre  un  poin t à  l a  terre  doi t être  fixé  au -dessous  de  chaque  
éprouvette  selon  l es  i nstructions  du  fabricant ou  conformément à  un  au tre  accord  préalable.  

I l  peu t être  commode d 'u ti l i ser l es  mêmes  éprouvettes  tan t pour l es  mesures  poin t-à-poin t que  
pour l es  mesures  de  rés istance  à  la  terre.  S i  c'est  l e  cas,  les  poin ts  de  m ise  à  l a  terre  doivent  
être  fixés  aux éprouvettes,  mais  doivent demeurer isolés  de  l a  terre  pendant  l es  mesures  
poin t-à-poin t.  

Pour des  dal l es  p lus  peti tes  que  l a  ta i l l e  exigée  pour l es  essais,  p lus ieurs  da l les  peuvent être  
combinées  ensemble,  en  coupant s i  nécessai re,  pour obten i r l a  zone  requ ise.  Des  p laques  de  
support (voi r 5. 4)  peuvent être  nécessai res.  Le  cas  échéant,  e l les  doivent être  fixées  aux 
dal les,  et aux bords  des  da l l es  ad j acentes  j oi n tes  conformément aux instructions  du  fabricant  
ou  conformément à  un  au tre  accord .  S i  des  da l les  son t u ti l i sées  pour former l 'éprouvette  
d 'essai ,  l es  mesures  doiven t i nclu ren t un  essai  su r au  moins  un  j o i n t.  Les  poin ts  de  m ise  à  l a  
terre  doiven t être  fixés  à  une  ou  p l us ieurs  dal les  avan t l 'appl ication  des  p laques  de  support,  
en  gardant à  l 'espri t l ' exigence pour une  d istance  m in imale  de  1  000  mm  ±  50  mm  entre  une  
poin t  à  l a  terre  et l es  pos i tions  de  la  mesure  de  résistance  à  l a  terre  (voi r 9 . 4) .  

Dans  certains  cas,  i l  est  nécessai re  d 'essayer des  échanti l lons  au tres  que  des  dal l es  fixées  
aux p laques  de  support en  méta l  en  u ti l i sant un  adhés i f conducteur.  Dans  de  te ls  cas,  l e  
montage  des  éprouvettes  sur l es  p laques  de  support doi t  être  effectué  conformément aux 
i nstructions  du  fabricant ou  selon  un  au tre  accord  préalable.  

7 Préparation  des  éprouvettes  d 'essai  

Si  on  l e  cons idère  nécessai re,  l es  éprouvettes  doiven t être  nettoyées  avant cond i ti onnement 
et essai .  Le  nettoyage doi t  être  effectué  selon  l es  i nstructions  du  fabricant ou  un  au tre  accord  
préalable.  

Le  montage  des  éprouvettes  aux p laques  de  support,  s i  nécessaire,  do i t  ê tre  réal isé  avant 
cond i ti onnement et  essai .  

8 Atmosphère pour condi tionnement et essais  

Sauf spéci fication  ou  accord  con trai re,  l ' atmosphère  pour le  cond i ti onnement et l es  essais  doi t  
être  de  23  °C  ±  2  °C et 1 2  %  ±  3  %  d 'hum id i té  re lative.  Le  temps  de  cond i ti onnement avan t  
l es  essais  doi t être  d 'au  moins  48  h .  Les  revêtements  de  sol  en  texti l e  son t d e  préférence  
précond i tionnés  pendant  au  moins  24  h  à  20  °C  ±  2  °C et 65  %  ±  3  %  d 'hum id i té  re lati ve  
avan t l e  cond i ti onnement et l es  essais .  
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Pendan t l e  précond i tionnement et le  cond i tionnement,  l es  éprouvettes  doivent être  p lacées  
sur une  ba ie  ou  un  au tre  support adapté  qu i  permet une  l i bre  ci rcu lation  d 'a i r au tour d 'e l l es.  

Lorsque  des  essais  son t effectués  dans  des  cond i tions  non  contrôlées,  par exemple,  des  
essais  sur des  sols  fi n is,  l a  température  ambiante  et  l 'hum id i té  re lati ve  doiven t être  
enreg istrées  au  moment de  la  mesure.  

9  Procédures  d 'essai  

9. 1  Nettoyage des  électrodes  

Avan t chaque séquence d 'essai ,  nettoyer l a  zone  de  contact des  é lectrodes  de  mesure  et de  
con tre-é lectrodes  en  u ti l i san t un  tissu  fa ib lement pelucheux hum id i fié  avec de  l 'éthanol  ou  du  
2-propanol  (concentration  ≥95  %).  La isser sécher l es  surfaces  avant  d 'effectuer l es  mesures.  

NOTE  I l  convient  que  l es  u ti l i sateurs  de  l a  présente  norme  prennent  en  compte  tou tes  rég lementations  rég i ssan t  
l e  tra i tement  des  sol vants.  

9.2  Résistance  point-à-poin t  

Pour l es  évaluations  de  l aboratoire,  p lacer l 'éprouvette  d 'essai  avec sa  surface  d 'u ti l i sation  
sur le  dessus  de  l a  p laque  i so lan te  (voir 5. 5) .  P lacer les  deux é lectrodes  de  mesure  (voir 5. 2)  
sur l 'éprouvette  d 'essai  à  une  d istance  entre  axes  de  300  mm  ±  1 0  mm.  S i  des  da l les  sont 
u ti l i sées  pour former l 'éprouvette  d 'essai ,  p l acer l es  é lectrodes  de  mesure  de  sorte  qu 'e l les  ne  
soient pas  en  contact avec les  j o in ts  en tre  l es  da l les  ad jacentes.  S 'assurer que  tous  poin ts  à  
l a  terre  fixés  aux éprouvettes  d 'essai  demeurent i solés  de  l a  terre.  

Pour l es  essais  sur des  sols  fin is ,  l es  é lectrodes  doiven t être  p l acées  su r l a  surface  du  sol  
avec la  même d istance  entre  e l les  que  pour l es  évaluations  de  laboratoi re.  

Connecter les  é lectrodes  de  mesure  à  l 'apparei l l age  de  mesure  de  l a  rés istance  (voi r 5. 1 ) .  En  
commençant par l e  rég lage  de  l a  tens ion  à  1 0  V,  prendre  une  l ecture  de  l a  rés istance  1 5  s  ±  
2  s  après  l 'appl ication  de  la  tens ion  d 'essai .  S i  la  va leur dépasse  1 06  Ω ,  sé lectionner 1 00  V et  
répéter la  mesure.  S i  l a  va leur de  cette  seconde mesure  dépasse  1 0 1 1  Ω ,  sélectionner 500  V 
et  effectuer une  mesure  fina le .  Enreg istrer l a  l ecture  qu i  correspond  à  l a  p lage  de  tension  et  
de  résistance  spéci fiée  en  5. 1  sauf s i  l ’ un  des  deux cas  su ivants  se  présente:  

a)  l a  rés istance  mesurée  à  1 0  V est supérieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω et l a  rés istance  mesurée  à  

1 00  V est  i n férieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω;  ou  

b)  l a  rés istance  mesurée  à1 00  V est supérieu re  à  1 , 0  ×  1 01 1  Ω et l a  rés istance  mesurée  à  

500  V est  i n férieure  à  1 , 0  ×  1 01 1  Ω.  

Dans  ce   cas,  l a  mesure  de  rés istance  fai te  à  l a  va leur l a  p l us  hau te  de  l a  tens ion  doi t  être  
enreg istrée.  

Pour l es  évaluations  de  l aboratoi re,  répéter la  procédure  de  mesure  à  d 'au tres  posi tions  avec 
l es  é lectrodes  à  une  d i stance  non  i n férieure  à  1 00  mm  de  tou te  précédente  pos i tion  de  
mesure.  Les  mesures  doivent être  effectuées  dans  des  sens  recti l i gnes,  c'est-à-d i re  en  
p laçant  l es  é lectrodes  en  l i gne  paral lè le  au  sens  de  fabrication  et des  mesures  séparées  avec 
l es  é lectrodes  en  l igne  orthogonale  au  sens  de  fabrication .  Un  tota l  d 'au  moins  s ix mesures  
par éprouvette  doi t  ê tre  effectué.  

Pour des  essais  sur des  sols  fi n is ,  l e  nombre  de  mesures  doi t être  chois i  de  man ière  à  être  
représentati f du  sol  en  question ,  mais  dans  tous  l es  cas  i l  do i t  être  d 'au  moins  s ix.  
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9.3  Résistance  verticale  (évaluations  de  l aboratoi re  un iquement)  

Placer l a  con tre-électrode  (voi r 5 . 3)  sur l a  p l aque  isolante  (voir 5 . 5).  P lacer l 'éprouvette  avec 
sa  surface  d 'u ti l i sation  sur l e  dessus  de  l a  con tre-électrode.  P lacer une  électrode  de  mesure  
(voi r 5. 2)  sur l 'éprouvette  d 'essai  don t le  centre  est à  une  d istance  supérieure  ou  égale  à  
1 00  mm  des  bords  de  l 'éprouvette  d 'essai .  S i  des  da l les  son t u ti l i sées  pour former 
l 'éprouvette  d 'essai ,  p l acer l 'é l ectrode  de  mesure  de  sorte  qu 'e l le  ne  soi t pas  en  contact avec 
l es  j oi n ts  en tre  l es  dal l es  ad jacentes.  

Connecter l es  é lectrodes  de  mesure  et l es  con tre-é lectrodes  à  l 'apparei l l age  de  mesure  de  l a  
rés istance  (voi r 5. 1 ) .  En  commençant par le  rég lage  de  la  tension  à  1 0  V,  re lever une  l ecture  
de  l a  rés istance  1 5  s  ±  2  s  après  l 'appl ication  de  l a  tens ion  d 'essai .  S i  l a  va leur dépasse  
1 06  Ω ,  sé lectionner 1 00  V et répéter l a  mesure.  S i  l a  valeur de  cette  seconde mesure  
dépasse  1 0 1 1  Ω ,  sélectionner 500  V et effectuer une  mesure  finale.  Enreg istrer l a  lecture  qu i  
correspond  à  l a  p lage  de  tens ion  et de  rés istance  spéci fiée  en  5 . 1  sauf s i  l ’ un  des  deux cas 
su ivants  se  présente:  

a)  l a  rés istance  mesurée  à  1 0  V est supérieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω et la  rés istance  mesurée  à  

1 00  V est  i n férieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω;  ou  

b)  l a  rés istance  mesurée  à  1 00  V est supérieure  à  1 , 0  ×  1 01 1  Ω et l a  rés istance  mesurée  à  

500  V est  i n férieure  à  1 , 0  ×  1 01 1  Ω.  

Dans  ce  cas,  l a  mesure  de  résistance  fai te  à  l a  va leur l a  p l us  hau te  de  l a  tension  doi t  être  
enreg istrée.  

Répéter l a  procédure  de  mesure  de  te l le  sorte  qu 'un  tota l  d 'au  moins  s ix mesures  soi t  
effectué  sur chaque  éprouvette.  La  posi tion  de  l 'é lectrode  doi t  ê tre  à  au  moins  1 00  mm  de  
toute  précédente  posi tion  de  mesure.   

9.4  Résistance  à  la  terre  

Pour l es  évaluations  de  l aboratoi re,  p lacer l 'éprouvette  d 'essai  avec sa  surface  d 'u ti l i sation  
sur l e  dessus  de  la  p l aque  isolan te  (voi r 5. 5).  P lacer une  é lectrode  de  mesure  (voi r 5. 2)  su r 
l 'éprouvette  d 'essai  don t  l e  centre  est à  une  d i stance  supérieure  ou  égale  à  1 00  mm  de 
n ' importe  lequel  des  bords  de  l 'éprouvette  d 'essai .  S i  des  dal les  son t u ti l i sées  pour former 
l 'éprouvette  d 'essai ,  p l acer l 'é l ectrode  de  mesure  de  sorte  qu 'e l le  ne  soi t  pas  en  contact avec 
l es  j oi n ts  en tre  l es  dal l es  ad jacentes.  

Connecter l 'é l ectrode  de  mesure  et le  poin t de  m ise  à  l a  terre  à  l 'apparei l l age  de  mesure  de  la  
rés istance  (voir 5. 1 ) .  En  commençant par l e  rég lage  de  la  tension  à  1 0  V,  re lever une  l ecture  
de  l a  rés istance  1 5  s  ±  2  s  après  l 'appl ication  de  l a  tension  d 'essai .  S i  l a  va leur dépasse  
1 06  Ω ,  sé lectionner 1 00  V et répéter l a  mesure.  S i  l a  valeur de  cette  seconde  mesure  
dépasse  1 0 1 1  Ω ,  sélectionner 500  V et effectuer une  mesure  finale.  

Enreg istrer l a  l ecture  qu i  correspond  à  l a  p lage  de  tension  et de  rés istance  spéci fiée  en  5 . 1  
sauf s i  l ’ un  des  deux cas  su ivants  se  présente:  

a)  l a  rés istance  mesurée  à  1 0  V est supérieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω et la  rés istance  mesurée  à  

1 00  V est  i n férieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω;  ou  

b)  l a  rés istance  mesurée  à1 00  V est supérieure  à  1 , 0  x  1 0 1 1  Ω et la  résistance  mesurée  à  

500  V est  i n férieure  à  1 , 0  x  1 0 1 1  Ω.  

Dans  ce  cas,  l a  mesure  de  résistance  fai te  à  l a  va leur l a  p l us  hau te  de  l a  tens ion  doi t  ê tre  
enreg istrée.  

Répéter l a  procédure  de  mesure  de  te l le  sorte  qu 'un  tota l  d 'au  moins  s ix mesures  soi t  
effectué  su r chaque éprouvette.  Une  mesure  au  moins  par éprouvette  doi t être  effectuée  en  
mettant en  place  d i rectement l 'é l ectrode  au-dessus  du  poin t de  m ise  à  l a  terre  et une  mesure  
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par éprouvette  en  mettant en  p lace  l 'é lectrode  à  1  000  mm  ±  50  mm  du  poin t de  m ise  à  l a  
terre.  La  posi tion  de  l 'é lectrode  doi t ê tre  à  au  moins  1 00  mm  de  toute  précédente  pos i tion  de  
mesure.   

Pour des  mesures  sur des  sols  fi n is ,  u ne  é lectrode  de  mesure  est p lacée  sur l a  surface  du  
revêtement de  sol  et l 'apparei l lage  de  mesure  de  l a  rés istance  est connecté  à  l 'é l ectrode  et à  
l a  terre  du  bâtiment ou  un  au tre  poin t adapté  de  m ise  à  l a  terre.  S i  l es  posi ti ons  de  poin ts  de  
m ise  à  l a  terre  sont connues,  fa i re  au  moins  une  mesure  en  mettant en  p lace  l 'é l ectrode  
d i rectement au-dessus  du  poin t  de  m ise  à  l a  terre  et  une  mesure  en  p laçan t l 'é l ectrode  à  
1  000  mm  ±  50  mm  du  poin t  de  m ise  à  l a  terre.  

Le  nombre  de  mesures  doi t  être  chois i  de  man ière  à  être  représentati f du  sol  en  question ,  
mais  dans  tous  les  cas  i l  doi t  être  d 'au  moins  une  mesure  par 1 00  m 2 ,  avec un  m in imum  de  
s ix mesures.  

1 0  Calcul  et  expression  des  résul tats  

Pour chaque  échan ti l l on  et chaque  type  de  mesure,  ca lcu ler l a  moyenne  géométrique  des  
l ectures  i nd ividuel les.  Exprimer aussi  b ien  l es  résu l tats  i nd ividuels  que  l es  moyennes  
géométriques  en  deux ch i ffres  s i gn i ficati fs.  

1 1  Rapport d 'essai  

Le  rapport d 'essai  do i t  i nclure  au  moins  l es  i n formations  su ivantes  :  

a)  l a  référence  à  ces  Normes  I n ternationales ,  c'est-à-d i re  l ’ I EC  61 340-4-1 ;  

b)  tou tes  l es  i n formations  nécessaires  en  vue  d 'une  complète  i denti fication  des  échanti l l ons  
d 'essai ;  

c)  l a  date  des  essais ;  

d )  l 'atmosphère  pour l e  précond i tionnement,  l e  cond i tionnement e t l es  essais  comme su i t:  

– pour l es  évaluations  de  l aboratoi re:  l a  température  et l 'hum id i té  re lative  pendant l e  
précond i tionnement (s i  u ti l i sé),  le  cond i ti onnement et l es  essais,  et l a  durée  de  tou t  
précond i tionnement et cond i tionnement;  

– pour des  essais  sur des  sols  fi n is :  l a  température  et  l 'hum id i té  re lati ve  pendan t l es  
essais ;  

e)  l es  précis ions  sur l es  procédures  de  fi n i tion  et  de  nettoyage;  

f)  l es  détai ls  de  toutes  l es  procédures  u ti l i sées  pour combiner l es  peti tes  éprouvettes  
ensemble;  

g )  l es  précis ions  concernan t tou tes  les  p laques  de  support u ti l i sées  a ins i  que  les  procédures  
et  l es  matériaux u ti l i sés  pour fixer l es  échanti l l ons  aux p laques  de  support. ;  

h )  l es  précis ions  concernant toutes  les  procédures  et les  matériaux u ti l i sés  pour fixer l e  ou  
l es  poin ts  de  m ise  à  l a  terre  aux échanti l l ons;  

i )  l e  type  de  mesure:  rés istance  poin t-à-poin t  ,  rés istance  vertica le ,  rés istance  à  l a  terre;  

j )  l a  tension  du  ci rcu i t  en  charge  u ti l i sée  aux cours  de  l 'exécution  des  mesures;  

k)  tous  l es  résu l tats  ind ividuels  pour chaque  type  de  mesure  sur chaque  éprouvette;  

l )  l a  moyenne  géométrique  de  tous  l es  résu l tats  pour chaque type  de  mesure  sur chaque  
échanti l lon ;  

m )  toutes  les  opérations  non  spéci fi ées  dans  l a  présen te  partie  de  l ’ I EC  61 340,  ou  dans  
n ' importe  quel l e  norme à  l aquel le  une  référence  normative  est fa i te,  ou  considérée  comme 
facu l tati ve,  qu i  pourraient  mod i fier l es  résu l tats .  
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Légende   

1  câble  d ' i nstrumentati on  soupl e  

2  conducteur i so lé  connecté  à  
une  base  de  montage  
d 'électrode  en  métal  

3  matériau  i sol ant  

4  base  de  montage  d 'é lectrode  
en  métal  

5  coussin  en  caou tchouc 
conducteur  

6  d i sque  de  matéri au  i solan t  
u ti l i sé  pour supporter tous  l es  
poids  add i ti onnels  exigés  pou r 
amener l a  masse  tota l e  à  cel l e  
spéci fi ée  au  po in t  a)  ou  b)  d e  
5. 2  

7  électrode  en  métal   

8  vis  à  tête  p l ate  

9  connecteur é l ectri que   

1 0  câble  d ' i nstrumentati on  soupl e  

1 1  rai nure  pou r l oger l e  câbl e  
d ' i nstrumentation  (appl i quer l a  
col l e  époxy au  bas  de  l a  
rai nure  pou r main ten i r l e  câbl e  
en  p l ace)  

 

Dimensions en  millimètres 

Figure 1  – Exemple de  deux conceptions  al ternatives   
pour des  électrodes  de  mesure  adaptées  

___________  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 

IEC 61 340-4-1  
Edition  2.1  201 5-04 

FINAL VERSION 

VERSION FINALE 

Electrostatics – 
Part 4-1 :  Standard test methods for specific applications – Electrical  resistance 
of floor coverings and installed floors 
 
Electrostatique – 
Partie 4-1 :  Méthodes d'essai  normalisées pour des applications spécifiques – 
Résistance électrique des revêtements de sol  et des sols finis 
 

IE
C
 6
1
34

0-
4
-1
:2
00

3
-1
2+

A
M
D
1
:2
01

5
-0
4 
C
S
V
(e
n
-f
r)
 

  
  

® 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



 – 2  – I EC 61 340-4-1 : 2003  
  +AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5  

CONTENTS  

FOREWORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  

1  Scope  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

2  Normative  references  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

3  Terms  and  defin i ti ons  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  

4  Princip le  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

5  Apparatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

5. 1  Resistance  measuring  apparatus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

5. 2  Measuring  e lectrodes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

5. 3  Counter-electrode  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

5. 4  Support p l ates  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

5. 5  I nsu lating  p late  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

6  Sampl ing  for l aboratory evaluations  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  

7  Preparation  of test  specimens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

8  Atmosphere  for cond i ti on ing  and  testing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

9  Test procedures  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

9. 1  Clean ing  e lectrodes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

9. 2  Poin t-to-poin t  resistance  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

9. 3  Vertical  res istance  ( laboratory evaluations  on l y)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

9. 4  Resistance  to  g round  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

1 0  Calcu lation  and  express ion  of resu l ts  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

1 1  Test report. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 0  

 
F i gu re  1  – Example  of two designs  for su i table  measuring  e lectrodes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 61 340-4-1 : 2003  – 3  – 
+AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5   

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION  

____________ 
 

ELECTROSTATICS – 
 

Part 4-1 :  Standard  test methods  for specific appl ications  – 
Electrical  resistance of floor coverings  and  instal led  floors  

 
 

FOREWORD 

1 )  The  I n ternati onal  E lectrotechn i cal  Commission  ( I EC)  i s  a  worl dwide  organ ization  for s tandard ization  compris i ng  
a l l  nati onal  e l ectrotechn ical  commi ttees  ( I EC National  Comm i ttees).  The  ob ject  of I EC i s  to  promote  
i n ternati ona l  co-operation  on  a l l  questions  concern i ng  standard i zati on  i n  the  e l ectri cal  and  e l ectron ic  fi e l ds .  To  
th i s  end  and  i n  add i ti on  to  other acti vi ti es,  I EC publ i shes  I n ternational  S tandards,  Techn ical  Speci fi cati ons,  
Techn ical  Reports,  Publ i cl y  Avai l abl e  Speci fi cati ons  (PAS)  and  Gu i des  (hereafter referred  to  as  “ I EC 
Publ i cation(s )” ) .  Thei r preparation  i s  en trusted  to  techn ical  commi ttees;  any I EC  National  Commi ttee  i n terested  
i n  the  subj ect  deal t  wi th  may parti cipate  i n  th i s  preparatory work.  I n ternational ,  governmental  and  non-
governmental  organ i zations  l i a i s i ng  wi th  the  I EC al so  parti ci pate  i n  th i s  preparati on .  I EC col l aborates  cl osel y 
wi th  the  I n ternational  Organ ization  for Standard ization  ( I SO)  i n  accordance  wi th  cond i t i ons  determ ined  by 
agreement  between  the  two organ i zati ons.  

2)  The  formal  decis ions  or ag reements  of I EC on  techn ical  matters  express,  as  nearl y as  possi ble,  an  i n ternational  
consensus  of opin ion  on  the  re l evant sub jects  s i nce  each  techn ical  commi ttee  has  representati on  from  al l  
i n terested  I EC National  Committees.   

3)  I EC Publ i cati ons  have  the  form  of recommendations  for i n ternati onal  use  and  are  accepted  by  I EC National  
Commi ttees  i n  that  sense.  Whi l e  a l l  reasonable  efforts  are  made  to  ensure  that  the  techn ical  content  of I EC  
Publ i cations  i s  accurate,  I EC  cannot be  he l d  responsibl e  for the  way i n  wh ich  they are  used  or for any 
m is i n terpretation  by any end  u ser.  

4)  I n  order to  promote  i n ternati onal  u n i form i ty,  I EC National  Commi ttees  undertake  to  app ly I EC Publ i cati ons  
transparen tl y to  the  maximum  exten t poss ibl e  i n  thei r national  and  reg i ona l  publ i cati ons.  Any d i vergence  
between  any I EC Publ i cation  and  the  correspond i ng  national  or reg i onal  publ i cati on  sha l l  be  cl earl y i n d icated  i n  
the  l atter.  

5)  I EC i tsel f d oes  not  provide  any attestati on  of conform i ty.  I ndependent  certi fi cati on  bod ies  provi de  conform i ty 
assessment services  and ,  i n  some  areas,  access  to  I EC marks  of conform i ty.  I EC i s  not  respons i ble  for any 
services  carri ed  ou t  by i ndependent  certi fi cation  bod i es.  

6)  Al l  users  shou ld  ensure  that  they have  the  l atest  ed i ti on  of th i s  publ i cati on .  

7)  No  l i abi l i ty shal l  attach  to  I EC or i ts  d i rectors,  employees,  servants  or agen ts  i ncl ud ing  i n d ivi dual  experts  and  
members  of i ts  techn ical  commi ttees  and  I EC Nati onal  Comm i ttees  for any personal  i n j u ry,  property  damage  or 
other damage  of any nature  whatsoever,  whether d i rect  or i nd i rect,  or for costs  ( i ncl ud i ng  l egal  fees)  and  
expenses  ari s i ng  ou t  of the  publ i cation ,  use  of,  or re l i ance  upon ,  th i s  I EC Publ i cati on  or any other I EC  
Publ i cations.   

8)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  Normative  references  ci ted  i n  th i s  publ i cation .  Use  of the  referenced  publ i cations  i s  
i nd i spensable  for the  correct appl i cati on  of th i s  publ i cation .  

9)  Atten tion  i s  d rawn  to  the  poss ibi l i ty that  some  of the  e l ements  of th i s  I EC Publ i cation  may be  the  sub ject  of 
patent  ri gh ts.  I EC shal l  not  be  hel d  responsibl e  for i den ti fyi ng  any or a l l  such  paten t ri gh ts.  

DISCLAIMER 
This  Consol idated  version  i s  not an  official  IEC  Standard  and  has  been  prepared  for 
user conven ience.  On ly the  current versions  of the  standard  and  i ts  amendment(s)  
are  to  be  considered  the official  documents.  

Th is  Consol idated  version  of IEC  61 340-4-1  bears  the  ed i tion  number 2 . 1 .  I t  consists  of 
the  second  ed i tion  (2003-1 2)  [documents  1 01 /1 62/FDIS  and  1 01 /1 70/RVD]  and  i ts  
amendment 1  (201 5-04)  [documents  1 01 /461 /FDIS  and  1 01 /469/RVD] .  The technical  
content  i s  identical  to  the  base ed i tion  and  i ts  amendment.  

Th is  F inal  version  does  not show where  the  technical  content i s  mod ified  by 
amendment  1 .   A separate  Red l ine version  with  al l  changes  h igh l ighted  i s  avai lable  i n  
th is  publ ication .  
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I n ternational  Standard  I EC  61 340-4-1  has  been  prepared  by I EC techn ica l  comm ittee  
1 01 :E lectrostatics.  

Th is  publ ication  has  been  drafted  i n  accordance  wi th  the  I SO/I EC D irecti ves,  Part 2 .  

The  committee  has  decided  that the  con tents  of the  base  publ ication  and  i ts  amendment wi l l  
remain  unchanged  unti l  the  stabi l i ty date  i nd icated  on  the  I EC  web s i te  under 
"h ttp : //webstore. iec.ch"  i n  the  data  re lated  to  the  speci fic  publ ication .  At th is  date,  the  
publ ication  wi l l  be   

•  reconfi rmed ,  

•  wi thdrawn ,  

•  replaced  by a  revised  ed i ti on ,  or 

•  amended .  

 

Copyright International  Electrotechnical  Commission  



I EC 61 340-4-1 : 2003  – 5  – 
+AMD1 : 201 5  CSV   I EC  201 5   

ELECTROSTATICS – 
 

Part 4-1 :  Standard  test methods  for specific appl ications  – 
Electrical  resistance of floor coverings  and  instal led  floors  

 
 
 

1  Scope  

This  part of I EC 61 340  speci fies  test methods  for determ in ing  the  e lectrical  res istance  of a l l  
types  of fl oor coverings  and  i nstal led  fl oors  wi th  res istance  to  ground ,  poin t-to-poin t 
res istance  and  vertica l  res istance  of between  1 04  Ω  and  1 01 3  Ω .  Laboratory evaluations  
carried  ou t under control l ed  envi ronmental  cond i tions  can  be  used  for cl assi fication  or qual i ty 
con trol  purposes.  Tests  on  instal l ed  fl oors  under uncontrol led  ambient  cond i ti ons  can  be  used  
to  determ ine  correct i nsta l l ation  or as  part of an  ongoing  system  veri fication .  

NOTE  Al though  th i s  standard  does  not  i ncl ude  requ i rements  for personal  safety,  atten ti on  i s  d rawn  to  the  fact  that  
a l l  concerned  m igh t  need  to  comply wi th  the  relevant l ocal  s tatu tory requ i rements  regard ing  the  hea l th  and  safety 
of a l l  persons  i n  a l l  p l aces  of work that  use  fl oor coveri ngs  defi ned  by the  test  method  of th i s  s tandard .  

2  Normative references  

The  fo l l owing  referenced  documents  are  i nd ispensable  for the  appl ication  of th is  document.  
For dated  references,  on ly the  ed i ti on  ci ted  appl i es.  For undated  references,  the  l atest ed i tion  
of the  referenced  document ( i nclud ing  any amendments)  appl ies.  

I SO  1 957,  Machine-made textile floor coverings – Selection and cutting of specimens for 
physical tests  

3 Terms and  defin i tions  

For the  purposes  of th is  document,  the  fol lowing  terms  and  defin i ti ons  apply.  

3. 1   
acceptance  testing  
testing  carried  ou t on  flooring  immed iate l y after i nsta l lation  or on  production  samples  prior to  
i n i tia l  acceptance  by the  customer 

3.2   
geometric  mean  

nth  root of the  product of n  numbers,  y y y
n

n

1 2
⋅ ⋅  

3.3   
groundable  point  
attachment to  a  fl oor covering  that faci l i tates  i ts  connection  to  g round   

3.4 insu lating  material  
materia l  having  a  vertical  res istance  greater than  1 0 1 4  Ω  

3.5   
laboratory evaluations  
measurements  carried  ou t under control led  l aboratory cond i ti ons  
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3.6   
resistance to  ground  
electrical  res istance  measured  between  ground  or a  groundable  poin t and  a  s ing le  e lectrode  
p laced  on  the  use-surface   

3.7   
point-to-point  resistance  
electrical  res istance  measured  between  two  e lectrodes  p laced  on  the  use-surface   

3.8   
vertical  resistance  
electrical  res istance  measured  between  the  counter-e lectrode  on  the  back of the  materia l  
under test and  a  s ing le  e lectrode  p laced  on  the  use-surface  

4 Principle  

The  res istance  across  the  use-surface  of the  test material  and  through  the  test materia l  i s  
measured  us ing  a  h i gh-resistance  meter,  or other su i table  equ ipment.  Poin t-to-poin t 
res istance  measurements  are  appropriate  for evaluati ng  a  floor covering ’s  ab i l i ty to  conduct 
charge  across  i ts  use-surface  or to  act as  a  charge  s i nk.  Measurements  of res istance  through  
floor coverings,  i . e.  resistance  to  ground  and  vertical  res istance,  are  appropriate  for 
evaluating  their abi l i ty to  conduct charge  from  the  use-surface  or from  conductors  i n  con tact 
wi th  the  use-surface,  to  a  charge  s i nk beneath  the  floor covering .  A s imu lation  of the  
res istance-to-ground  measurement i s  made under l aboratory cond i tions  by attach ing  a  
groundable  poin t  to  the  back of the  floor covering  under test.  

5 Apparatus  

5. 1  Resistance  measuring  apparatus  

This  apparatus  cons ists  of a  se l f-con tained  res istance  meter (ohmmeter)  or power suppl y and  
curren t meter i n  the  appropriate  configuration  for res istance  measurement,  wi th  a  ±1 0  %  
accuracy,  and  capable  of the  fol lowing  requ i rements.  

5.1 . 1  Laboratory evaluations  

The apparatus  shal l  have  a  ci rcu i t vo l tage  wh i le  under load  of  

–  1 0  V ±  0 , 5  V for res istance  below 1 , 0  ×  1 06  Ω  

–  1 00  V ±  5  V for resistance  between  1 , 0  ×  1 06  Ω  and  1 , 0  ×  1 0 1 1  Ω  

–  500  V ±  25  V for res istance  above 1 , 0  ×  1 01 1  Ω   

The  measuring  range  of the  apparatus  shal l  be  at l east one  order of magn i tude  on  ei ther s ide  
of the  expected  range  of res istance  being  measured .  The  apparatus  shal l  be  used  in  a  
manner that ensures  that un in tended  g round  paths  do  not  i n fluence  measurements .  

5.1 .2  Acceptance  testing  

A l aboratory evaluation  apparatus  shal l  be  used  for acceptance  testing  or an   apparatus  wi th  
an  open-ci rcu i t vol tage  of  

–  1 0  V ±  0 , 5  V for res istance  below 1 , 0  ×  1 06  Ω  

–  1 00  V ±  5  V for resistance  between  1 , 0  ×  1 06  Ω  and  1 , 0  ×  1 0 1 1  Ω   

–  500  V ±  25  V for res istance  above 1 , 0  ×  1 01 1  Ω .   
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The  measuring  range  of the  apparatus  shal l  be  at l east one  order of magn i tude  on  ei ther s ide  
of the  expected  range  of res istance  being  measured .  The  apparatus  shal l  be  used  in  a  
manner that  ensures  that  un in tended  g round  paths  do  not  i n fluence  measurements.  

I n  case  of d ispu te,  l aboratory evaluation  apparatus  shal l  be  used .  

5.2  Measuring  electrodes  

The measuring  electrodes  consist of two  cyl ind rical  metal  e lectrodes  (preferably stain less  
steel )  wi th  term inals  for connecting  to  the  resistance  measuring  apparatus.  Examples  of 
su i table  electrodes  are  shown  in  F igure  1 .  Each  e lectrode  shal l  have  a  flat ci rcu lar contact 
area  of 65  mm  ±  5  mm  in  d iameter.  For measurements  on  hard ,  non-conformable  surfaces,  the 
contact area  shal l  be  a  conductive  rubber pad  wi th  a  Shore  A durometer hardness  of 60  ±  1 0 .  
The  contact res istance  of each  measuring  electrode  fi tted  wi th  a  conductive  rubber pad  shal l  
be  l ess  than  1  000  Ω ,  measured  by p lacing  the  measuring  e lectrode  d i rectl y on  the  counter-
electrode  (see  5 . 3).  For conformable  su rfaces,  texti le  fl oor coverings,  for example,  the  
conductive  rubber pad  need  not be  used ,  the  contact area  then  being  the  bottom  surface  of 
the  metal  e lectrode.  The  tota l  mass  of each  measuring  e lectrode  shal l  be  e i ther 

a)  2 , 5  kg  ±  0 , 25  kg  for measurements  on  hard ,  non-conformable  su rfaces;  or 

b)  5, 0  kg  ±  0 , 25  kg  for measurements  on  a l l  other surfaces.  

NOTE  A ci rcu lar d i sc  of i nsu l ati ng  materi a l  wi th  verti cal  res i stance  greater than  1 0 1 4  Ω  may be  used  as  a  support  
p l atform  for add i ti onal  weights  (see  F i gure  1 ).  

5.3  Counter-electrode  

The coun ter-electrode  cons ists  of a  fl at sta in less  steel  p l ate,  600  mm  ±  1 0  mm  square  and  of 
1  mm  (nom inal )  th ickness,  wi th  a  term inal  for connection  to  the  res istance  measuring  
apparatus.  

5.4 Support p lates  

For poin t-to-poin t res istance  measurements,  where  requ i red  (see  Clause  6)  and  res istance  to  
ground  measurements :  support p lates  shal l  be  equal  i n  area  to  the  test specimens,  of 
su fficient ri g id i ty to  hold  specimens  together for testing ,  and  made from  insu lating  material  
wi th  a  vertical  res istance  at l east one  order of magn i tude  greater than  the  expected  value  or i f 
the  expected  va lue  i s  unknown,  greater than  1 01 4  Ω .  

For vertica l  res istance  measurements,  where  requ i red  (see  Clause  6) :  fl at  metal  p l ates,  equal  
i n  area  to  the  test specimens  and  of sufficient  ri g id i ty to  hold  specimens  together for testing ,  
shal l  be  used .  

5.5  Insu lating  plate  

For vertical  res istance  measurements :  a  fl at p l ate  640  mm  ±  1 0  mm  square,  5  mm  ±  1  mm  
th ick,  made from  insu lati ng  materia l  wi th  a  vertica l  res istance  greater than  1 0 1 4  Ω  sha l l  be  
used .  For poin t-to-poin t  and  res istance  to  g round  measurements :  a  fl at p late  1  300  mm  ±  
1 0  mm  by 600  mm  ±  1 0  mm,  5  mm  ±  1  mm  th ick,  made from  i nsu lating  materia l  wi th  a  vertical  
res istance  at  l east one  order of magn i tude  greater than  the  expected  va lue  or i f the  expected  
value  is  unknown ,  greater than  1 01 4  Ω  sha l l  be  used .  

6 Sampl ing  for laboratory evaluations  

Selection  and  sampl ing  of test materia ls  shal l  be  carried  ou t accord ing  to  I SO  1 957.  Al though  
ISO  1 957  is  i n tended  for texti l e  fl oor coverings,  i ts  princip les  are  re levan t to  other types  of 
floor covering .  
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For vertica l  res istance  measurements,  three  specimens  shal l  be  tested ,  each  being  500  mm  ±  
50  mm  square.  

For poin t-to-poin t and  resistance  to  g round  measurements ,  two specimens  shal l  be  tested ,  
each  being  1  200  mm  ±  50  mm  by 500  mm  ±  50  mm .  Where  d i rectional  d i fferences  may exist,  
one  specimen  shal l  have  i ts  l ong  s i de  paral le l  to  the  mach ine  d i rection  and  the  other 
specimen  wi th  i ts  l ong  s i de  paral le l  to  the  cross-d irection .  For res istance  to  ground  
measurements,  a  g roundable  poin t shal l  be  attached  to  the  unders ide  of each  specimen  
accord ing  to  the  manufacturer’s  i nstructions  or as  otherwise  agreed .  

I t  may be  conven ien t to  use  the  same specimens  for both  poin t-to-poin t and  res istance  to  
ground  measurements.  I f th is  i s  the  case,  the  g roundable  poin ts  shal l  be  attached  to  the  
specimens  bu t shal l  remain  i so lated  from  ground  during  poin t-to-poin t  measurements.  

For ti l es  smal l er than  the  s i ze  requ ired  for testing ,  several  ti l es  may be  combined  together,  
cu tting  where  necessary to  ach ieve  the  requ ired  area.  Support p lates  (see  5 . 4)  may be  
requ i red .  I f so,  they shal l  be  attached  to  the  ti l es,  and  the  edges  of ad jacent ti l es  j oi ned  
accord ing  to  the  manufacturer’s  instructions  or as  otherwise  agreed .  I f ti l es  are  used  to  form  
the  test specimen,  measurements  shal l  i ncl ude  a  test across  a  m in imum  of one  j o in t.  
Groundable  poin ts  shal l  be  attached  to  one  or more  ti les  before  appl ication  of the  support 
p lates,  bearing  i n  m ind  the  requ i rement for a  m in imum  d istance  of 1  000  mm  ±  50  mm  
between  a  groundable  poin t  and  the  pos i ti ons  of measuring  resistance  to  ground  (see  9. 4) .  

I n  some cases,  i t  i s  requ i red  to  test samples  other than  ti l es  fixed  to  metal  support p lates  
us ing  conductive  adhesive.  I n  such  cases,  mounting  of the  specimens  to  support pl ates  shal l  
be  done  accord ing  to  manufacturer’s  i nstructions  or as  otherwise  agreed .  

7 Preparation  of test specimens  

I f considered  necessary,  specimens  shal l  be  cl eaned  before  cond i ti on ing  and  testi ng .  
Clean ing  shal l  be  carried  ou t accord ing  to  the  manufacturer’s  i nstructions  or as  otherwise  
agreed .  

Mounting  of specimens  to  support p l ates,  where  necessary,  sha l l  be  done  before  cond i tion ing  
and  testi ng .  

8 Atmosphere for condi tioning  and  testing  

Un less  otherwise  agreed  or speci fied ,  the  atmosphere  for cond i tion ing  and  testing  shal l  be  
23  °C ±  2  °C and  1 2  %  ±  3  %  relative  humid i ty.  The  cond ition ing  time prior to  testing  shal l  be  at 
least 48  h .  Texti le  floor coverings are preferably pre-condi tioned  for at least 24  h  at 20  °C ±  2  °C 
and  65  %  ±  3  %  re lati ve  hum id i ty prior to  cond i ti on ing  and  testi ng .  

During  pre-cond i ti on ing  and  cond i ti on ing ,  specimens  shal l  be  p laced  on  a  rack or other 
su i table  support that a l l ows  free  ci rcu lation  of a i r around  them .  

Whenever tests  are  made  in  uncontrol l ed  cond i tions,  for example,  tests  on  i nstal l ed  fl oors,  the  
ambien t temperature  and  re lative  hum id i ty at the  time of measurement shal l  be  recorded .  

9  Test procedures  

9. 1  Cleaning  electrodes  

Prior to  each  test sequence,  cl ean  the  contact area  of the  measuring  and  coun ter-e lectrodes  
us ing  a  l ow-l i n ti ng  cloth  moistened  wi th  ei ther ethanol  or propan-2-ol  (≥95 %  concen tration) .  
Al low the  surfaces  to  d ry before  making  measurements.  
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NOTE  Users  of th i s  s tandard  shou l d  take  account  of any l ocal  regu lati ons  govern ing  the  hand l i ng  of sol ven ts.  

9.2  Point-to-point resistance  

For l aboratory evaluations,  p l ace  the  test  specimen  wi th  i ts  use-surface  uppermost on  the  
i nsu lati ng  p late  (see  5. 5) .  Place  the  two  measuring  e lectrodes  (see  5. 2)  on  the  test specimen  
300  mm  ±  1 0  mm  d istance  cen tre  to  cen tre.  I f ti l es  are  used  to  form  the  test specimen,  p l ace  
the  measuring  e lectrodes  so  that they do  not contact  j o i n ts  between  ad j acent ti l es.  Ensure  
that  any groundable  poin ts  attached  to  the  test specimens  remain  isolated  from  ground .  

For tests  on  i nsta l led  fl oors,  the  e lectrodes  shal l  be  p laced  on  the  floor su rface  wi th  the  same 
d istance  between  them  as  for l aboratory evaluations.  

Connect the  measuring  e lectrodes  to  the  res istance  measuring  apparatus  (see  5. 1 ).  S tarting  
wi th  the  vol tage  set to  1 0  V,  take  a  read ing  of the  res istance  1 5  s  ±  2  s  after appl ying  the  test 
vol tage.  I f the  value  exceeds  1 06  Ω ,  se lect 1 00  V and  repeat the  measurement.  I f the  va lue  
for th is  second  measurement exceeds  1 01 1  Ω ,  se lect 500  V and  make a  final  measurement.  
Record  the  read ing  wh ich  matches  the  vol tage  and  res istance  range  speci fied  i n  5. 1 ,  un less  
e i ther of the  fol lowing  s i tuations  occur:  

a)  the  measured  res istance  at 1 0  V is  g reater than  1 , 0  ×  1 06  Ω  and  the  measured  res istance  
at  1 00  V i s  less  than  1 , 0  ×  1 06  Ω ;  or 

b)  the  measured  res istance  at 1 00  V i s  g reater than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω  and  the  measured  
res istance  at 500  V is  l ess  than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω .  

I n  wh ich  case  the  res istance  measurement made  at  the  h igher vol tage  level  sha l l  be  recorded .  

For l aboratory evaluations,  repeat the  measurement procedure  at other pos i ti ons  wi th  the  
e lectrodes  no  closer than  1 00  mm  from  any previous  measurement pos i ti on .  Measurements  
shal l  be  made in  recti l i near d i rections,  i . e .  measurements  wi th  the  electrodes  p laced  in  l i ne  
paral l el  to  the  d i rection  of manufacture  and  separate  measurements  wi th  the  e lectrodes  i n  l i ne  
orthogonal  to  the  d i rection  of manufacture.  A tota l  of at l east  s ix measuremen ts  per specimen  
shal l  be  made.  

For tests  on  i nstal l ed  fl oors ,  the  number of measurements  shal l  be  chosen  so  as  to  be  
representative  of the  floor i n  question ,  bu t  in  any case  shal l  be  at  least s ix.  

9.3  Vertical  resistance ( laboratory evaluations  on ly)  

Place  the  coun ter-electrode  (see  5. 3)  on  the  insu lating  p late  (see  5 . 5) .  P lace  the  specimen  
wi th  i ts  use-surface  uppermost on  the  coun ter-electrode.  P lace  one  measuring  e lectrode  (see  
5. 2)  on  the  test  specimen  wi th  i ts  centre  no  closer than  1 00  mm  to  the  test  specimen ’s  edges.  
I f t i l es  are  used  to  form  the  test  specimen,  p lace  the  measuring  e lectrode  so  that i t  does  not 
con tact  j o i n ts  between  ad jacent  ti l es .  

Connect the  measuring  and  counter-electrode  to  the  res istance  measuring  apparatus  (see 
5. 1 ).  S tarti ng  wi th  the  vol tage  set to  1 0  V,  take  a  read ing  of the  res istance  1 5  s  ±  2  s  after 
appl ying  the  test vol tage.  I f the  value  exceeds  1 06  Ω ,  select 1 00  V and  repeat the  
measurement.  I f the  va lue  for th is  second  measurement exceeds  1 0 1 1  Ω ,  se lect 500  V and  
make a  final  measurement.  Record  the  read ing  wh ich  matches  the  vol tage  and  res istance  
range  speci fi ed  in  5 . 1 ,  un less  e i ther of the  fol lowing  s i tuations  occur:  

a)  the  measured  res istance  at 1 0  V i s  greater than  1 , 0  ×  1 06  Ω  and  the  measured  res istance  
at  1 00  V is  less  than  1 , 0  ×  1 06  Ω ;  or 

b)  the  measured  res istance  at 1 00  V is  g reater than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω  and  the  measured  
res istance  at 500  V i s  l ess  than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω .  

I n  th is  case,  the  resistance  measurement made at  the  h i gher vol tage  l evel  shal l  be  recorded .  
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Repeat the  measurement procedure  so  that a  tota l  of at l east s ix measurements  are  made on  
each  specimen.  The  posi ti on  of the  e lectrode  shal l  be  at l east 1 00  mm  from  any previous  
measurement pos i ti on .   

9.4  Resistance  to  ground  

For l aboratory evaluations,  p l ace  the  test specimen  wi th  i ts  use-surface  uppermost on  the  
i nsu lating  p late  (see  5. 5) .  Place  one  measuring  e lectrode  (see  5. 2)  on  the  test specimen  wi th  
i ts  centre  no  closer than  1 00  mm  to  any of the  test specimen ’s  edges.  I f ti l es  are  used  to  form  
the  test specimen ,  pl ace  the  measuring  e lectrode  so  that i t  does  not contact j o in ts  between  
ad j acent ti l es .  

Connect the  measuring  e lectrode  and  groundable  poin t to  the  res istance  measuring  apparatus  
(see  5. 1 ).  Starti ng  wi th  the  vol tage  set to  1 0  V,  take  a  read ing  of the  res istance  1 5  s  ±  2  s  
after appl ying  the  test vol tage.  I f the  value  exceeds  1 06  Ω ,  select 1 00  V and  repeat the  
measurement.  I f the  va lue  for th is  second  measurement exceeds  1 0 1 1  Ω ,  se lect 500  V and  
make a  fi na l  measurement.   

Record  the  read ing  wh ich  matches  the  vol tage  and  res istance  range  speci fi ed  i n  5. 1 ,  u n less  
e i ther of the  fol l owing  s i tuations  occur:  

a)  the  measured  res istance  at 1 0  V i s  greater than  1 , 0  ×  1 06  Ω  and  the  measured  res istance  
at  1 00  V is  less  than  1 , 0  ×  1 06  Ω ;  or 

b)  the  measured  res istance  at 1 00  V is  g reater than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω  and  the  measured  
res istance  at 500  V i s  l ess  than  1 , 0  ×  1 01 1  Ω .  

I n  th is  case,  the  resistance  measurement made at  the  h i gher vol tage  l evel  shal l  be  recorded .  

Repeat the  measurement procedure  so  that a  tota l  of at l east s ix measurements  are  made on  
each  specimen .  At l east  one  measurement per specimen  shal l  be  made  wi th  the  e lectrode  
pos i tioned  d i rectl y above  the  groundable  poin t and  one  measurement per specimen  wi th  the  
e lectrode  posi tioned  1  000  mm  ±  50  mm  from  the  groundable  poin t.  The  pos i ti on  of the  
e lectrode  shal l  be  at l east 1 00  mm  from  any previous  measurement pos i ti on .   

For measurements  on  i nstal l ed  fl oors,  a  measuring  electrode  is  p l aced  on  the  surface  of the  
floor covering  and  the  resistance  measuring  apparatus  i s  connected  to  the  e lectrode  and  the  
bu i l d ing  ground  or other su i table  ground  poin t.  I f the  pos i ti ons  of groundable  poin ts  are  
known,  make at l east  one  measurement wi th  the  e lectrode  pos i tioned  d i rectl y above the  
groundable  poin t and  one  measurement wi th  the  e lectrode  pos i ti oned  1  000  mm  ±  50  mm  
from  the  groundable  poin t.  

The  number of measurements  shal l  be  chosen  so  as  to  be  representative  of the  fl oor in  
question ,  bu t i n  any case  shal l  be  at l east one  measurement per 1 00  m2  wi th  a  m in imum  of 
s ix measurements.  

1 0  Calculation  and  expression  of resul ts  

For each  sample  and  each  type  of measurement,  ca lcu late  the  geometric  mean  of the  
i nd ividual  read ings.  Express  both  the  i nd ividual  resu l ts  and  the  geometric means  to  two  
s i gn i ficant fi gu res.  

1 1  Test report 

The  test report shal l  i nclude  at  l east the  fo l l owing  i n formation :  

a)  reference  to  th is  I n ternational  Standard ,  i . e .  I EC  61 340-4-1 ;  

b)  a l l  the  i n formation  necessary for complete  i den ti fi cation  of test  samples;  
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c)  date  of testi ng ;  

d )  the  atmosphere  for pre-cond i ti on ing ,  cond i ti on ing  and  testi ng  as  fol lows:  

– for l aboratory evaluations:  temperature  and  re lative  hum id i ty during  pre-cond i ti on ing  ( i f 
used) ,  cond i tion ing  and  testi ng ,  and  the  du ration  of any pre-cond i tion ing  and  
cond i ti on ing ;  

– for tests  on  instal led  fl oors:  temperature  and  re l ati ve  hum id i ty during  testi ng ;  

e)  detai l s  of any clean ing  or fi n ish ing  procedures;  

f)  detai l s  of any procedures  used  to  combine  smal l  specimens  together;  

g )  detai l s  of any support pl ates  used  and  procedures  and  materia ls  used  to  fix samples  to  
support  p l ates;  

h )  detai l s  of any procedures  and  materia ls  used  to  fix  groundable  poin t(s)  to  samples;  

i )  type  of measurement:  poin t-to-poin t res istance,  vertical  res istance,  res istance  to  ground ;  

j )  the  ci rcu i t  vo l tage  under l oad  used  when  making  measurements ;  

k)  a l l  i nd ividual  resu l ts  for each  type  of measurement on  each  specimen ;  

l )  the  geometric  mean  of a l l  resu l ts  for each  type  of measurement on  each  sample;  

m )  any operations  not speci fi ed  in  th is  part of I EC 61 340,  or in  any standard  to  wh ich  
normative  reference i s  made,  or regarded  as  optional ,  wh ich  m ight have  affected  the  
resu l ts.  
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Key 

1  fl exi ble  i nstrumentation  cabl e  

2  i nsu lated  wi re  connected  to  
metal  e l ectrode  mounti ng  base  

3  i nsu lati ng  materi a l  

4  metal  e l ectrode  mounti ng  base  

5  conducti ve  rubber pad  

6  d i sc of i nsu lati ng  materia l  used  
to  support  any add i ti onal  
weigh ts  requ i red  to  bri ng  the  
total  mass  to  that  speci fi ed  i n  
5 . 2a)  or 5. 2b)  

7  metal  e l ectrode  

8  fl at-head  screw 

9  e l ectri cal  connector 

1 0  fl exi b le  i nstrumentation  cabl e  

1 1  g roove  to  accommodate  i nstru -
mentation  cabl e  (appl y epoxy 
adhesive  to  bottom  of g roove  to  
hol d  cable  i n  p l ace)  

         Dimensions in  millimetres 

Figure  1  – Example of two designs  for su i table  measuring  electrodes  

___________ 
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COMMISSION  ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE  
___________ 

 
ELECTROSTATIQUE – 

 
Partie  4-1 :  Méthodes  d 'essai  normal isées   

pour des  appl ications  spéci fiques  – 
Résistance électrique des  revêtements  de  sol  et des  sols  fin is  

 
 

AVANT-PROPOS 

1 )  La  Comm ission  E lectrotechn i que  I n ternational e  ( I EC)  est  une  organ isation  mond ial e  de  normal i sation  
composée  de  l 'ensemble  des  com i tés  é l ectrotechn i ques  nati onaux (Com i tés  nationaux de  l ’ I EC).  L’ I EC a  pour 
objet  de  favori ser l a  coopérati on  i n ternati ona le  pou r tou tes  l es  questi ons  de  normal i sation  dans  l es  domaines  
de  l 'é l ectri ci té  et  de  l ' é l ectron ique.  A cet  effet,  l ’ I EC – en tre  au tres  acti vi tés  – publ i e  des  Normes  
i n ternati ona les,  d es  Spéci fi cations  techn iques,  d es  Rapports  techn iques,  d es  Spéci fi cati ons  accessib les  au  
publ i c  (PAS)  et  des  Gu i des  (ci -après  dénommés  "Publ i cation (s)  de  l ’ I EC").  Leu r é l aboration  est  confiée  à  des  
com i tés  d 'études,  aux travaux desque ls  tou t  Com i té  nationa l  i n téressé  par l e  su j et  trai té  peut  parti ciper.  Les  
organ isati ons  i n ternationales ,  gouvernementales  et  non  gouvernementa les,  en  l i a i son  avec l ’ I EC,  parti cipent  
égal ement aux travaux.  L’ I EC col l abore  étroi tement avec l 'Organ isati on  I n ternationale  de  Normal i sation  ( I SO),  
se lon  des  cond i ti ons  fi xées  par accord  en tre  l es  deux organ isations.  

2)  Les  décis ions  ou  accords  offi ciel s  d e  l ’ I EC  concernant  l es  q uestions  techn i ques  représentent,  d ans  l a  mesure  
du  possib l e,  u n  accord  i n ternational  su r l es  su j ets  étud iés,  étant  d onné  que  l es  Com i tés  nati onaux de  l ’ I EC  
i n téressés  sont  représentés  dans  chaque  com i té  d ’études.  

3)  Les  Publ i cati ons  de  l ’ I EC se  présentent  sous  l a  forme  de  recommandations  i n ternati ona l es  et  son t  agréées  
comme tel l es  par l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC.  Tous  l es  efforts  ra i sonnabl es  son t en trepri s  afi n  que  l ’ I EC 
s 'assure  de  l 'exacti tude  du  con tenu  techn i que  de  ses  publ i cations;  l ’ I EC  ne  peu t  pas  être  tenue  responsabl e  de  
l 'éven tuel l e  mauvaise  u ti l i sation  ou  i n terprétation  qu i  en  est  fa i te  par u n  quelconque  u ti l i sateur fi nal .  

4)  Dans  l e  bu t  d 'encou rager l 'u n i form i té  i n ternati onale,  l es  Com i tés  nationaux de  l ’ I EC s 'engagent,  dans  tou te  l a  
mesure  poss ibl e,  à  appl i q uer de  façon  transparen te  l es  Publ i cations  de  l ’ I EC dans  l eu rs  publ i cations  nati onales  
et  rég ional es .  Toutes  d i vergences  en tre  tou tes  Publ i cations  de  l ’ I EC et  tou tes  pub l i cati ons  nati onales  ou  
rég ionales  correspondantes  do ivent  être  i nd iquées  en  termes  cl ai rs  dans  ces  dern ières.  

5)  L ’ I EC e l l e-même ne  fou rn i t  aucune  attestati on  de  conform i té.  Des  organ ismes  de  certi fi cati on  i ndépendants  
fourn i ssent  d es  services  d 'évaluati on  de  conform i té  et,  dans  certai ns  secteu rs,  accèdent  aux marques  de  
conform i té  de  l ’ I EC.  L ’ I EC n 'est  responsabl e  d 'aucun  des  services  effectués  par l es  organ ismes  de  certi fi cation  
i ndépendants.  

6)  Tous  l es  u ti l i sateurs  doi ven t s ' assurer qu ' i l s  sont  en  possession  de  l a  d ern ière  éd i ti on  de  cette  pub l i cation .  

7)  Aucune  responsabi l i té  ne  doi t  être  impu tée  à  l ’ I EC,  à  ses  adm in i strateurs,  employés,  auxi l i a i res  ou  
mandatai res ,  y compris  ses  experts  parti cu l i ers  et  l es  membres  de  ses  com i tés  d 'études  et  des  Com i tés  
nationaux de  l ’ I EC,  pour tou t  pré jud ice  causé  en  cas  de  dommages  corporel s  et  matériel s ,  ou  de  tou t  au tre  
dommage  de  quel que  natu re  q ue  ce  soi t,  d i recte  ou  i nd i recte ,  ou  pou r supporter l es  coû ts  (y compris  l es  fra i s  
de  j usti ce)  et  l es  dépenses  décou lan t  de  l a  publ i cati on  ou  de  l ' u ti l i sati on  de  cette  Publ i cation  de  l ’ I EC ou  de  
tou te  au tre  Publ i cati on  de  l ’ I EC,  ou  au  créd i t  q u i  l u i  est  accordé.  

8)  L 'attenti on  est  atti rée  sur l es  références  normatives  ci tées  dans  cette  publ i cati on .  L 'u ti l i sation  de  publ i cations  
référencées  est  obl i gatoi re  pou r une  appl i cati on  correcte  de  l a  présente  publ i cati on .   

9)  L ’ atten tion  est  atti rée  su r l e  fa i t  q ue  certai ns  des  é l éments  de  l a  présente  Publ i cation  de  l ’ I EC peuvent fa i re  
l ’ obj et  de  d roi ts  de  brevet.  L ’ I EC ne  sau rai t  être  tenue  pour responsable  de  ne  pas  avoi r i d enti fi é  de  te l s  d ro i ts  
de  brevets  et  de  ne  pas  avoi r s i gna lé  l eu r exi stence.  

DÉGAGEMENT DE RESPONSABILITÉ   
Cette  version  consol idée  n ’est pas  une Norme IEC  officiel le,  el le  a  été  préparée par 
commodité  pour l ’u ti l i sateur.  Seu les  les  versions  courantes  de  cette  norme et de  
son(ses)  amendement(s)  doivent être  considérées  comme l es  documents  officiels .  

Cette  version  consol idée de  l ’ IEC  61 340-4-1  porte  l e  numéro d 'édi tion  2 .1 .  El le  
comprend  la  deuxième éd i tion  (2003-1 2)  [documents  1 01 /1 62/FDIS  et  1 01 /1 70/RVD]  et 
son  amendement 1  (201 5-04)  [documents  1 01 /461 /FDIS  et  1 01 /469/RVD] .  Le  contenu  
technique est identique  à  celu i  de  l 'éd i tion  de  base  et à  son  amendement.  
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Cette  version  Finale  ne  montre pas  les  mod ifications  apportées  au  contenu  techn ique 
par l ’ amendement 1 .  Une  version  Red l ine montrant toutes  les  modi fications  est  
d ispon ible  dans  cette  publ ication .  

La Norme i n ternationale  I EC  61 340-4-1  a  été  établ i e  par l e  com ité  d 'études  1 01  de  l ’ I EC:  
E lectrostati que.  

Cette  publ ication  a  été  réd igée  selon  l es  d i recti ves  I SO/IEC,  Partie  2 .  

Le  com i té  a  décidé  que  l e  con tenu  de  l a  publ ication  de  base  et de  son  amendement ne  sera  
pas  mod i fié  avant l a  date  de  stabi l i té  i nd iquée  sur l e  s i te  web  de  l ’ I EC sous  
"h ttp: //webstore. iec. ch "  dans  les  données  re lati ves  à  l a  publ ication  recherchée.  A cette  date,  
l a  publ ication  sera   

•  recondu i te,  

•  supprimée,  

•  remplacée  par une  éd i tion  révisée,  ou  

•  amendée.  
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ELECTROSTATIQUE – 
 

Partie  4-1 :  Méthodes  d 'essai  normal isées   
pour des  appl ications  spéci fiques  – 

Résistance électrique des  revêtements  de  sol  et des  sols  fin is  
 
 
 

1  Domaine d ’appl ication  

La présen te  partie  de  l ’ I EC 61 340  spéci fie  l es  méthodes  d 'essai  pour l a  déterm ination  de  la  
rés istance  é lectri que  de  tous  les  types  de  revêtements  de  p lanchers  et de  sols  fin is  avec une  
rés istance  à  l a  terre,  une  rés istance  poin t à  poin t et une  rés istance  verti ca le  entre  1 04  Ω  et  
1 0 1 3  Ω .  Les  évaluations  de  l aboratoi re  effectuées  dans  des  cond i tions  d 'envi ronnement 
con trôlées  peuvent être  u ti l i sées  pour les  besoins  de  la  class i fication  ou  de  con trôle  de  la  
qual i té.  Les  essais  sur l es  sols  fi n is  dans  des  cond i ti ons  ambiantes  non  con trôlées  peuvent  
être  u ti l i sés  pour déterm iner une  i nsta l l ation  correcte  ou  bien  en  tant  que  partie  d 'une  
véri fication  de  système en  cours.  

NOTE  B ien  q ue  l a  présente  norme  n ' i ncl ue  pas  d 'exi gences  relati ves  à  l a  sécuri té  d es  personnes,  l 'attention  est 
atti rée  sur l e  fa i t  q u ' i l  pu i sse  être  nécessai re  q ue  tou tes  l es  personnes  concernées  respectent  l es  exi gences  
l ocales  prévues  par l a  l o i  en  matière  de  san té  et  de  sécu ri té  de  tou tes  personnes  su r l eu r l i eu  de  travai l  doté  de  
revêtements  de  sol  défi n i s  par l a  méthode  d 'essai  d e  l a  présente  norme.  

2  Références  normatives  

Les  documents  de  référence su ivants  son t i nd ispensables  pour l 'appl ication  du  présent  
document.  Pour les  références  datées,  seu le  l 'éd i tion  ci tée  s 'appl i que.  Pour les  références  
non  datées,  l a  dern ière  éd i tion  du  document de  référence s 'appl i que  (y compris  l es  éven tuels  
amendements).  

I SO  1 957,  Revêtements de sol textiles fabriqués à  la  machine – Sélection  et prélèvement des 
éprouvettes en vue des essais physiques  

3 Termes  et défin i tions  

Pour les  besoins  du  présent document,  l es  termes  et défin i tions  su ivan ts  s ’appl iquen t:  

3. 1  
essais  de  réception  
essais  effectués  sur l e  revêtement de  sol  imméd iatement après  l ' i nsta l l ation ,  ou  sur l es  
échanti l lons  de  production  avan t l a  réception  i n i ti a le  par l e  cl ien t  

3.2  
moyenne  géométrique  

l a  n- i ème racine  du  produ i t  de  n  nombres,  y y y
n

n

1 2
⋅ ⋅  

3.3  
point  de  mise  à  la  terre   
fixation  à  un  revêtement de  sol  qu i  faci l i te  sa  connexion  à  l a  terre  

3.4  
matériau  i solant  
matériau  ayan t une  rés istance  verticale  supérieure  à  1 0 1 4  Ω  
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3.5  
évaluations  de  laboratoire   
mesures  effectuées  dans  des  cond i tions  de  l aboratoi re  contrôlées  

3.6  
résistance à  la  terre  
résistance  é lectri que  mesurée  entre  l a  terre  ou  un  poin t  de  m ise  à  l a  terre  et  une  é lectrode  
un ique  p lacée  sur l a  surface  d 'u ti l i sation   

3.7  
résistance point-à-poin t  
rés istance  é lectri que  mesurée  entre  deux é lectrodes  placées  sur l a  surface  d 'u ti l i sation  

3.8  
résistance verticale   
rés istance  é lectrique  mesurée  en tre  l a  con tre-é lectrode  à  l 'arrière  du  matériau  en  essai  et  une  
é lectrode  un ique  p lacée sur l a  surface  d 'u ti l i sation  

4 Principe  

La rés istance  à  travers  l a  su rface  d 'u ti l i sation  du  matériau  d 'essai  et  à  travers  l e  matériau  
d 'essai  est mesurée  en  u ti l i sant un  apparei l  mesureur de  résistance  é levée  ou  un  au tre  
équ ipement adapté.  Les  mesures  de  rés istance  poin t-à-poin t son t  appropriées  pour 
l 'évaluation  de  l a  capaci té  d 'un  revêtement de  sol  à  condu i re  l a  charge  à  travers  sa  surface  
d 'u ti l i sation  ou  pour servir d 'écou lement de  terre.  Les  mesures  de  rés istance  à  travers  l es  
revêtements  de  sol ,  à  savoi r,  l a  rés istance  à  la  terre  et l a  rés istance  verticale  son t 
appropriées  pour évaluer l eur capaci té  à  condu i re  une  charge  de  la  surface  d 'u ti l i sation  ou  
des  conducteurs  en  con tact avec la  surface  d 'u ti l i sation ,  vers  un  écou lement de  terre  au -
dessous  du  revêtement de  sol .  Une  s imu lation  de  l a  mesure  de  rés istance  à  l a  terre  est 
effectuée  dans  des  cond i ti ons  de  l aboratoi re  en  fi xan t un  poin t de  m ise  à  l a  terre  à  l ' arrière  du  
revêtement de  sol  en  essai .  

5 Apparei l lage  

5. 1  Apparei l lage  de  mesure  de  l a  résistance  

Cet apparei l l age  consiste  en  un  d ispos i ti f de  mesure  de  rés istance  autonome (ohmmètre)  ou  
un  apparei l  de  mesure  de  l 'a l imentation  et d u  cou ran t dans  la  configuration  appropriée  pour la  
mesure  de  résistance,  avec une  précision  de  ±1 0  %,  et capable  de  rempl i r l es  exigences  qu i  
su ivent.  

5. 1 . 1  Evaluations  de  laboratoire  

L'apparei l l age  doi t  avoir une  tens ion  de  ci rcu i t sous  une  charge  de   

– 1 0  V ±  0 , 5  V pour une  résistance  in férieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω   

–  1 00  V ±  5  V pour une  rés istance  en tre  1 , 0  ×  1 06  Ω  e t  1 , 0  ×  1 0 1 1  Ω  

–  500  V ±  25  V pour une  résistance  au -dessus  de  1 , 0  ×  1 01 1  Ω  

La  p lage  de  mesure  de  l 'apparei l l age  doi t  être  au  moins  d 'un  ordre  de  g randeur de  chaque  
côté  de  l a  p lage  prévue  de  rés istance  mesurée.  L'apparei l l age  doi t  être  u ti l i sé  de  man ière  à  
assurer que  des  traj ets  de  terre  non  i n tentionnels  n ' in fluencen t pas  l es  mesures.  

5. 1 .2  Essais  de  réception   

Un  apparei l l age  d ’évaluation  de  l aboratoi re  doi t ê tre  u ti l i sé  pour l es  essais  de  réception  ou  un  
apparei l l age  ayan t   une  tens ion  de  ci rcu i t  ouvert de   
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– 1 0  V ±  0 , 5  V pour une  résistance  in férieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω  

–  1 00  V ±  5  V pour une  rés istance  en tre  1 , 0  ×  1 06  Ω  e t  1 , 0  ×  1 0 1 1  Ω  

–  500  V ±  25  V pour une  résistance  au -dessus  de  1 , 0  ×  1 01 1  Ω  

La  p lage  de  mesures  de  l 'apparei l l age  doi t  ê tre  au  moins  d 'un  ordre  d 'ampl i tude  de  chaque  
côté  de  l a  p lage  prévue  de  rés istance  mesurée.  L'apparei l l age  doi t  être  u ti l i sé  de  man ière  à  
assurer que  des  traj ets  de  terre  non  i n tentionnels  n ' in fluencent pas  l es  mesures.  

En  cas  de  l i ti ge,  l 'apparei l lage  d 'évaluation  de  laboratoi re  doi t  être  u ti l i sé  

5.2  Electrodes  de  mesure  

Les  é lectrodes  de  mesure  cons istent en  deux é lectrodes  en  métal  cyl i ndriques  (de  préférence 
en  acier i noxydable)  avec des  bornes  pour l a  connexion  à  l 'apparei l l age  de  mesure.  Des  
exemples  d 'é lectrodes  adaptées  son t i l l ustrés  à  l a  figure  1 .  Chaque é lectrode  doi t  avoir une  
zone  de  con tact ci rcu lai re  p late  de  65  mm  ±  5  mm  de  d iamètre.  Pour des  mesures  sur des  
surfaces  dures  qu i  ne  peuven t pas  être  m ises  en  conform ité,  l a  zone  de  con tact doi t être  un  
couss in  de  caoutchouc conducteur avec une  du reté  au  duromètre  Shore  A de  60  ±  1 0 .  La  
rés istance  au  con tact de  chaque  électrode  de  mesure  équ ipée  d 'un  coussin  de  caou tchouc 
conducteur doi t  être  i n férieure  à  1  000  Ω ,  et  mesurée  en  p laçant l 'é l ectrode  de  mesure  
d i rectement sur l a  contre-électrode  (voi r 5. 3) .  Pour des  surfaces  qu i  peuvent être  m ises  en  
conform ité,  des  revêtements  de  sol  en  texti l e  par exemple,  l e  coussin  en  caou tchouc 
conducteur n 'a  pas  besoin  d 'être  u ti l i sé,  la  zone  de  contact étan t a lors  la  surface  i n férieure  de  
l 'é lectrode  en  métal .  La  masse  tota le  de  chaque  é lectrode  de  mesure  doi t  être  soi t  

a)  2 , 5  kg  ±  0 , 25  kg  pour des  mesures  sur des  surfaces  dures,  q u i  ne  peuvent être  m ises  en  
conform ité;  so i t  

b)  5, 0  kg  ±  0 , 25  kg  pour des  mesures  sur tou tes  l es  au tres  surfaces.  

NOTE  Un  d i sque  ci rcu l a i re  de  matériau  i solan t  avec une  rés i stance  verti cal e  supéri eu re  à  1 0 1 4  Ω peut  être  u ti l i sé  
comme une  p l ate-forme  de  support  pou r d es  poids  add i ti onnel s  (voi r F i gure  1 ) .  

5.3  Contre-électrode  

La  con tre-é lectrode  cons iste  en  une  p laque  en  acier inoxydable  p lane  carrée,  de  600  mm  ±  
1 0  mm  de  côté  et  d 'une  épaisseur (nom inale)  de  1  mm ,  avec une  borne  pour la  connexion  à  
l 'apparei l l age  de  mesure  de  la  résistance.  

5.4 Plaques  de  support   

Pour des  mesures  de  résistance  poin t-à-poin t,  s i  nécessai re  (voir l 'Article  6)  et les  mesures  
de  rés istance  à  l a  terre:  l es  plaques  de  support  doiven t être  égales  en  surface  à  ce l l e  de  
l ’éprouvette,  d 'une  ri g id i té  suffisan te  pour mainten i r l es  éprouvettes  ensemble  en  vue  de  
l ’essai  et consti tuées  d ’un  matériau  iso lan t ayan t une  rés istance  vertica le  au  moins  d 'un  ordre  
de  g randeur supérieur à  l a  va leur attendue  ou ,  s i  l a  va leur attendue  est i nconnue,  supérieure  
à  1 01 4  Ω .   

Pour des  mesures  de  la  rés istance  verticale,  s i  nécessaire  (voir Article  6):  on  doi t  u ti l i ser des  
p laques  en  métal  p lanes,  égales  en  surface  aux éprouvettes  d 'essai  et  d 'une  rig i d i té  
suffisante  pour main ten i r ensemble  l es  éprouvettes  en  vue  de  l 'essai .   

5.5  Plaque  i solante  

Pour des  mesures  de  l a  rés istance  verticale,  on  doi t u ti l i ser une  p laque  p lane  carrée  de  
640  mm  ±  1 0  mm  de  côté  et de  5  mm  ±  1  mm  d 'épaisseur,  réa l isée  à  parti r de  matériau  
isolant ayan t  une  rés istance  verticale  supérieure  à  1 0 1 4  Ω .  Pour des  mesures  poin t-à-poin t et  
de  rés istance  à  l a  terre,  on  doi t u ti l i ser une  p laque  p lane de  1  300  mm  ±  1 0  mm  par 600  mm  ±  
1 0  mm ,  de  5  mm  ±  1  mm  d 'épaisseur,  réa l isée  à  parti r de  matériau  i solant ayan t une  
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rés istance  verticale  au  moins  d 'un  ordre  de  grandeur supérieur à  l a  va leur attendue  ou ,  s i  l a  
va leur attendue  est inconnue,  supérieure  à  1 0 1 4  Ω .    

6 Echanti l lonnage pour des  évaluations  de laboratoire  

La  sélection  et  l 'échanti l lonnage des  matériaux d 'essai  doivent être  effectués  selon  l ' I SO  
1 957.  B ien  que  l ' I SO 1 957  soi t desti née  aux revêtements  de  sol  en  texti l e,  ses  pri ncipes  sont 
appl icables  à  d 'autres  types  de  revêtement de  sol .   

Pour des  mesures  de  résistance  verticale,  tro is  éprouvettes  doivent être  essayées,  chacune 
étant  carrée  de  500  mm  ±  50  mm  de  côté.  

Pour des  mesures  poin t-à-poin t et de  rés istance  à  l a  terre,  deux éprouvettes  doivent être  
essayées,  chacune  étant de  1  200  mm  ±  50  mm  par 500  mm  ±  50  mm.  Lorsque  des  
d i fférences  d i rectionnel l es  peuvent exister,  l e  grand  côté  d 'une  éprouvette  doi t être  paral l è le  
au  sens  de  l a  mach ine  et  l e  grand  côté  de  l 'au tre  éprouvette  para l lè le  au  sens  croisé.  Pour 
des  mesures  de  rés istance  à  l a  terre  un  poin t à  l a  terre  doi t être  fixé  au-dessous  de  chaque  
éprouvette  selon  l es  i nstructions  du  fabricant ou  conformément à  un  au tre  accord  préalable.  

I l  peu t être  commode d 'u ti l i ser l es  mêmes  éprouvettes  tan t pour l es  mesures  poin t-à-poin t que  
pour l es  mesures  de  rés istance  à  la  terre.  S i  c'est  l e  cas,  les  poin ts  de  m ise  à  l a  terre  doivent  
être  fixés  aux éprouvettes,  mais  doivent demeurer isolés  de  l a  terre  pendant  l es  mesures  
poin t-à-poin t.  

Pour des  dal l es  p lus  peti tes  que  l a  ta i l l e  exigée  pour l es  essais,  p lus ieurs  dal les  peuvent être  
combinées  ensemble,  en  coupant s i  nécessai re,  pour obten i r l a  zone  requ ise.  Des  p laques  de  
support (voi r 5. 4)  peuvent être  nécessai res.  Le  cas  échéant,  e l les  doivent être  fixées  aux 
dal les,  et aux bords  des  dal les  ad jacentes  j oi n tes  conformément aux instructions  du  fabricant  
ou  conformément à  un  au tre  accord .  S i  des  da l les  son t u ti l i sées  pour former l 'éprouvette  
d 'essai ,  l es  mesures  doiven t incl uren t un  essai  su r au  moins  un  j o in t.  Les  poin ts  de  m ise  à  l a  
terre  doiven t être  fixés  à  une  ou  p lus ieurs  da l les  avan t l 'appl ication  des  p laques  de  support,  
en  gardant à  l 'espri t l 'exigence pour une  d istance  m in imale  de  1  000  mm  ±  50  mm  entre  une  
poin t  à  l a  terre  et l es  pos i ti ons  de  la  mesure  de  résistance  à  l a  terre  (voi r 9 . 4) .  

Dans  certa ins  cas,  i l  est  nécessaire  d 'essayer des  échanti l lons  au tres  que  des  da l l es  fixées  
aux p laques  de  support en  méta l  en  u ti l i sant  un  adhési f conducteur.  Dans  de  te ls  cas,  l e  
montage  des  éprouvettes  sur l es  p laques  de  support d oi t  être  effectué  conformément aux 
i nstructions  du  fabricant ou  selon  un  au tre  accord  préalable .  

7 Préparation  des  éprouvettes  d 'essai  

Si  on  l e  cons idère  nécessai re,  l es  éprouvettes  doiven t être  nettoyées  avant cond i ti onnement 
et essai .  Le  nettoyage doi t  ê tre  effectué  selon  l es  i nstructions  du  fabricant ou  un  au tre  accord  
préalable.  

Le  montage  des  éprouvettes  aux p laques  de  support,  s i  nécessaire,  do i t  ê tre  réal isé  avant 
cond i ti onnement et  essai .  

8 Atmosphère pour condi tionnement et essais  

Sauf spéci fication  ou  accord  con trai re,  l ' atmosphère  pour le  cond i tionnement et l es  essais  doi t  
être  de  23  °C  ±  2  °C et 1 2  %  ±  3  %  d 'hum id i té  re lative.  Le  temps  de  cond i ti onnement avan t  
l es  essais  doi t être  d 'au  moins  48  h .  Les  revêtements  de  sol  en  texti l e  son t de  préférence  
précond i tionnés  pendant  au  moins  24  h  à  20  °C  ±  2  °C et 65  %  ±  3  %  d 'hum id i té  re lati ve  
avan t l e  cond i ti onnement et l es  essais .  
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Pendan t l e  précond i tionnement et le  cond i tionnement,  l es  éprouvettes  doivent être  p lacées  
sur une  ba ie  ou  un  au tre  support adapté  qu i  permet une  l i bre  ci rcu lation  d 'a i r au tour d 'el l es.  

Lorsque  des  essais  son t effectués  dans  des  cond i tions  non  contrôlées,  par exemple,  des  
essais  sur des  sols  fi n is,  l a  température  ambiante  et  l 'hum id i té  re lati ve  doiven t être  
enreg istrées  au  moment de  la  mesure.  

9  Procédures  d 'essai  

9. 1  Nettoyage des  électrodes  

Avan t chaque séquence d 'essai ,  nettoyer l a  zone  de  contact des  é lectrodes  de  mesure  et de  
con tre-é lectrodes  en  u ti l i san t un  tissu  fa ib lement pelucheux hum id i fié  avec de  l 'éthanol  ou  du  
2-propanol  (concentration  ≥95  %).  La isser sécher l es  surfaces  avant  d 'effectuer l es  mesures.  

NOTE  I l  convient  que  l es  u ti l i sateurs  de  l a  présente  norme  prennent  en  compte  tou tes  rég lementations  rég i ssan t  
l e  tra i tement  des  sol vants.  

9.2  Résistance  point-à-poin t  

Pour l es  évaluations  de  l aboratoire,  p lacer l 'éprouvette  d 'essai  avec sa  surface  d 'u ti l i sation  
sur le  dessus  de  l a  p laque  i so lan te  (voir 5. 5) .  P lacer les  deux é lectrodes  de  mesure  (voir 5. 2)  
sur l 'éprouvette  d 'essai  à  une  d istance  entre  axes  de  300  mm  ±  1 0  mm.  S i  des  da l les  sont 
u ti l i sées  pour former l 'éprouvette  d 'essai ,  p l acer l es  é lectrodes  de  mesure  de  sorte  qu 'e l les  ne  
soient pas  en  contact avec les  j o in ts  en tre  l es  da l les  ad jacentes.  S 'assurer que  tous  poin ts  à  
l a  terre  fixés  aux éprouvettes  d 'essai  demeurent i solés  de  l a  terre.  

Pour l es  essais  sur des  sols  fin is ,  l es  é lectrodes  doiven t être  p l acées  su r l a  surface  du  sol  
avec la  même d istance  entre  e l les  que  pour l es  évaluations  de  laboratoi re.  

Connecter les  é lectrodes  de  mesure  à  l 'apparei l l age  de  mesure  de  l a  rés istance  (voi r 5. 1 ) .  En  
commençant par l e  rég lage  de  l a  tens ion  à  1 0  V,  prendre  une  l ecture  de  l a  rés istance  1 5  s  ±  
2  s  après  l 'appl ication  de  la  tens ion  d 'essai .  S i  la  va leur dépasse  1 06  Ω ,  sé lectionner 1 00  V et  
répéter la  mesure.  S i  l a  va leur de  cette  seconde mesure  dépasse  1 0 1 1  Ω ,  sélectionner 500  V 
et  effectuer une  mesure  fina le .  Enreg istrer l a  l ecture  qu i  correspond  à  l a  p lage  de  tension  et  
de  résistance  spéci fiée  en  5. 1  sauf s i  l ’ un  des  deux cas  su ivants  se  présente:  

a)  l a  rés istance  mesurée  à  1 0  V est supérieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω et l a  rés istance  mesurée  à  

1 00  V est  i n férieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω;  ou  

b)  l a  rés istance  mesurée  à1 00  V est supérieu re  à  1 , 0  ×  1 01 1  Ω et l a  rés istance  mesurée  à  

500  V est  i n férieure  à  1 , 0  ×  1 01 1  Ω.  

Dans  ce   cas,  l a  mesure  de  rés istance  fai te  à  l a  va leur l a  p l us  hau te  de  l a  tens ion  doi t  être  
enreg istrée.  

Pour l es  évaluations  de  l aboratoi re,  répéter la  procédure  de  mesure  à  d 'au tres  posi tions  avec 
l es  é lectrodes  à  une  d i stance  non  i n férieure  à  1 00  mm  de  tou te  précédente  pos i tion  de  
mesure.  Les  mesures  doivent être  effectuées  dans  des  sens  recti l i gnes,  c'est-à-d i re  en  
p laçant  l es  é lectrodes  en  l i gne  paral lè le  au  sens  de  fabrication  et des  mesures  séparées  avec 
l es  é lectrodes  en  l igne  orthogonale  au  sens  de  fabrication .  Un  tota l  d 'au  moins  s ix mesures  
par éprouvette  doi t  ê tre  effectué.  

Pour des  essais  sur des  sols  fi n is ,  l e  nombre  de  mesures  doi t être  chois i  de  man ière  à  être  
représentati f du  sol  en  question ,  mais  dans  tous  l es  cas  i l  do i t  être  d 'au  moins  s ix.  
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9.3  Résistance  verticale  (évaluations  de  l aboratoi re  un iquement)  

Placer l a  con tre-électrode  (voi r 5 . 3)  sur l a  p l aque  isolante  (voir 5 . 5).  P lacer l 'éprouvette  avec 
sa  surface  d 'u ti l i sation  sur l e  dessus  de  l a  con tre-électrode.  P lacer une  électrode  de  mesure  
(voi r 5. 2)  sur l 'éprouvette  d 'essai  don t le  centre  est à  une  d istance  supérieure  ou  égale  à  
1 00  mm  des  bords  de  l 'éprouvette  d 'essai .  S i  des  da l les  son t u ti l i sées  pour former 
l 'éprouvette  d 'essai ,  p l acer l 'é l ectrode  de  mesure  de  sorte  qu 'e l le  ne  soi t pas  en  contact avec 
l es  j oi n ts  en tre  l es  dal l es  ad jacentes.  

Connecter l es  é lectrodes  de  mesure  et l es  con tre-é lectrodes  à  l 'apparei l l age  de  mesure  de  l a  
rés istance  (voi r 5. 1 ) .  En  commençant par le  rég lage  de  la  tension  à  1 0  V,  re lever une  l ecture  
de  l a  rés istance  1 5  s  ±  2  s  après  l 'appl ication  de  l a  tens ion  d 'essai .  S i  l a  va leur dépasse  
1 06  Ω ,  sé lectionner 1 00  V et répéter l a  mesure.  S i  l a  valeur de  cette  seconde mesure  
dépasse  1 0 1 1  Ω ,  sélectionner 500  V et effectuer une  mesure  finale.  Enreg istrer l a  lecture  qu i  
correspond  à  l a  p lage  de  tens ion  et de  rés istance  spéci fiée  en  5 . 1  sauf s i  l ’ un  des  deux cas 
su ivants  se  présente:  

a)  l a  rés istance  mesurée  à  1 0  V est supérieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω et la  rés istance  mesurée  à  

1 00  V est  i n férieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω;  ou  

b)  l a  rés istance  mesurée  à  1 00  V est supérieure  à  1 , 0  ×  1 01 1  Ω et l a  rés istance  mesurée  à  

500  V est  i n férieure  à  1 , 0  ×  1 01 1  Ω.  

Dans  ce  cas,  l a  mesure  de  résistance  fai te  à  l a  va leur l a  p l us  hau te  de  l a  tension  doi t  être  
enreg istrée.  

Répéter l a  procédure  de  mesure  de  te l le  sorte  qu 'un  tota l  d 'au  moins  s ix mesures  soi t  
effectué  sur chaque  éprouvette.  La  posi tion  de  l 'é lectrode  doi t  ê tre  à  au  moins  1 00  mm  de  
toute  précédente  posi tion  de  mesure.   

9.4  Résistance  à  la  terre  

Pour l es  évaluations  de  l aboratoi re,  p lacer l 'éprouvette  d 'essai  avec sa  surface  d 'u ti l i sation  
sur l e  dessus  de  la  p l aque  isolan te  (voi r 5. 5).  P lacer une  é lectrode  de  mesure  (voi r 5. 2)  su r 
l 'éprouvette  d 'essai  don t  l e  centre  est à  une  d i stance  supérieure  ou  égale  à  1 00  mm  de 
n ' importe  lequel  des  bords  de  l 'éprouvette  d 'essai .  S i  des  dal les  son t u ti l i sées  pour former 
l 'éprouvette  d 'essai ,  p l acer l 'é l ectrode  de  mesure  de  sorte  qu 'e l le  ne  soi t  pas  en  contact avec 
l es  j oi n ts  en tre  l es  dal l es  ad jacentes.  

Connecter l 'é l ectrode  de  mesure  et le  poin t de  m ise  à  l a  terre  à  l 'apparei l l age  de  mesure  de  la  
rés istance  (voir 5. 1 ) .  En  commençant par l e  rég lage  de  la  tension  à  1 0  V,  re lever une  l ecture  
de  l a  rés istance  1 5  s  ±  2  s  après  l 'appl ication  de  l a  tension  d 'essai .  S i  l a  va leur dépasse  
1 06  Ω ,  sé lectionner 1 00  V et répéter l a  mesure.  S i  l a  valeur de  cette  seconde  mesure  
dépasse  1 0 1 1  Ω ,  sélectionner 500  V et effectuer une  mesure  finale.  

Enreg istrer l a  l ecture  qu i  correspond  à  l a  p lage  de  tension  et de  rés istance  spéci fiée  en  5 . 1  
sauf s i  l ’ un  des  deux cas  su ivants  se  présente:  

a)  l a  rés istance  mesurée  à  1 0  V est supérieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω et la  rés istance  mesurée  à  

1 00  V est  i n férieure  à  1 , 0  ×  1 06  Ω;  ou  

b)  l a  rés istance  mesurée  à1 00  V est supérieure  à  1 , 0  x  1 0 1 1  Ω et la  résistance  mesurée  à  

500  V est  i n férieure  à  1 , 0  x  1 0 1 1  Ω.  

Dans  ce  cas,  l a  mesure  de  résistance  fai te  à  l a  va leur l a  p l us  hau te  de  l a  tens ion  doi t  ê tre  
enreg istrée.  

Répéter l a  procédure  de  mesure  de  te l le  sorte  qu 'un  tota l  d 'au  moins  s ix mesures  soi t  
effectué  su r chaque éprouvette.  Une  mesure  au  moins  par éprouvette  doi t être  effectuée  en  
mettant en  place  d i rectement l 'é l ectrode  au-dessus  du  poin t de  m ise  à  l a  terre  et une  mesure  
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par éprouvette  en  mettant en  p lace  l 'é lectrode  à  1  000  mm  ±  50  mm  du  poin t de  m ise  à  l a  
terre.  La  posi tion  de  l 'é lectrode  doi t ê tre  à  au  moins  1 00  mm  de  toute  précédente  pos i tion  de  
mesure.   

Pour des  mesures  sur des  sols  fi n is ,  u ne  é lectrode  de  mesure  est p lacée  sur l a  surface  du  
revêtement de  sol  et l 'apparei l lage  de  mesure  de  l a  rés istance  est connecté  à  l 'é l ectrode  et à  
l a  terre  du  bâtiment ou  un  au tre  poin t adapté  de  m ise  à  l a  terre.  S i  l es  posi ti ons  de  poin ts  de  
m ise  à  l a  terre  sont connues,  fa i re  au  moins  une  mesure  en  mettant en  p lace  l 'é l ectrode  
d i rectement au-dessus  du  poin t  de  m ise  à  l a  terre  et  une  mesure  en  p laçan t l 'é l ectrode  à  
1  000  mm  ±  50  mm  du  poin t  de  m ise  à  l a  terre.  

Le  nombre  de  mesures  doi t  être  chois i  de  man ière  à  être  représentati f du  sol  en  question ,  
mais  dans  tous  les  cas  i l  doi t  être  d 'au  moins  une  mesure  par 1 00  m 2 ,  avec un  m in imum  de  
s ix mesures.  

1 0  Calcul  et  expression  des  résul tats  

Pour chaque  échan ti l l on  et chaque  type  de  mesure,  ca lcu ler l a  moyenne  géométrique  des  
l ectures  i nd ividuel les.  Exprimer aussi  b ien  l es  résu l tats  i nd ividuels  que  l es  moyennes  
géométriques  en  deux ch i ffres  s i gn i ficati fs.  

1 1  Rapport d 'essai  

Le  rapport d 'essai  do i t  i nclure  au  moins  l es  i n formations  su ivantes  :  

a)  l a  référence  à  ces  Normes  I n ternationales ,  c'est-à-d i re  l ’ I EC  61 340-4-1 ;  

b)  tou tes  l es  i n formations  nécessaires  en  vue  d 'une  complète  i denti fication  des  échanti l l ons  
d 'essai ;  

c)  l a  date  des  essais ;  

d )  l 'atmosphère  pour l e  précond i tionnement,  l e  cond i tionnement e t l es  essais  comme su i t:  

– pour l es  évaluations  de  l aboratoi re:  l a  température  et l 'hum id i té  re lative  pendant l e  
précond i tionnement (s i  u ti l i sé),  le  cond i ti onnement et l es  essais,  et l a  durée  de  tou t  
précond i tionnement et cond i tionnement;  

– pour des  essais  sur des  sols  fi n is :  l a  température  et  l 'hum id i té  re lati ve  pendan t l es  
essais ;  

e)  l es  précis ions  sur l es  procédures  de  fi n i tion  et  de  nettoyage;  

f)  l es  détai ls  de  toutes  l es  procédures  u ti l i sées  pour combiner l es  peti tes  éprouvettes  
ensemble;  

g )  l es  précis ions  concernan t tou tes  les  p laques  de  support u ti l i sées  a ins i  que  les  procédures  
et  l es  matériaux u ti l i sés  pour fixer l es  échanti l l ons  aux p laques  de  support. ;  

h )  l es  précis ions  concernant toutes  les  procédures  et les  matériaux u ti l i sés  pour fixer l e  ou  
l es  poin ts  de  m ise  à  l a  terre  aux échanti l l ons;  

i )  l e  type  de  mesure:  rés istance  poin t-à-poin t  ,  rés istance  vertica le ,  rés istance  à  l a  terre;  

j )  l a  tension  du  ci rcu i t  en  charge  u ti l i sée  aux cours  de  l 'exécution  des  mesures;  

k)  tous  l es  résu l tats  ind ividuels  pour chaque  type  de  mesure  sur chaque  éprouvette;  

l )  l a  moyenne  géométrique  de  tous  l es  résu l tats  pour chaque type  de  mesure  sur chaque  
échanti l lon ;  

m )  toutes  les  opérations  non  spéci fi ées  dans  l a  présen te  partie  de  l ’ I EC  61 340,  ou  dans  
n ' importe  quel l e  norme à  l aquel le  une  référence  normative  est fa i te,  ou  considérée  comme 
facu l tati ve,  qu i  pourraient  mod i fier l es  résu l tats .  
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Légende   

1  câble  d ' i nstrumentati on  soupl e  

2  conducteur i so lé  connecté  à  
une  base  de  montage  
d 'électrode  en  métal  

3  matériau  i sol ant  

4  base  de  montage  d 'é lectrode  
en  métal  

5  coussin  en  caou tchouc 
conducteur  

6  d i sque  de  matéri au  i solan t  
u ti l i sé  pour supporter tous  l es  
poids  add i ti onnels  exigés  pou r 
amener l a  masse  tota l e  à  cel l e  
spéci fi ée  au  po in t  a)  ou  b)  d e  
5. 2  

7  électrode  en  métal   

8  vis  à  tête  p l ate  

9  connecteur é l ectri que   

1 0  câble  d ' i nstrumentati on  soupl e  

1 1  rai nure  pou r l oger l e  câbl e  
d ' i nstrumentation  (appl i quer l a  
col l e  époxy au  bas  de  l a  
rai nure  pou r main ten i r l e  câbl e  
en  p l ace)  

 

Dimensions en  millimètres 

Figure 1  – Exemple de  deux conceptions  pour des  électrodes  de  mesure  adaptées  

___________  
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